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Kupni smlouva
(diile jen ,,Smlouva")

l.snnluvlrti srRANy

t. FyzikSlni ristav AV eR, v. v. i.,
se sidlem: Na Slovance 7999/2,18221Praha 8,
jehoZ jmenem jednd: prof. Jan Riaf; OrSc. - ieditel,
zapsanf v rejstiiku veiejnrich v'izkumn'ich instituci Ministerstva Skolstvi, mlddeZe a tdlovfchovy
eesk6 republiky.

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
eislo Udtu : 21065356212700
tC:68378277
DE:C268378277

(ddle jen "Kupujici")

a

2. SPECION, s.no.,
se sidlem: Buddjovickd 199855, 140 00 Praha 4
jejimZ jmdnem jednd: Ing. Alexandr Gdba, jednatel,
zapsand v Obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudem v Praze, oddil C, vloika 16413.

Bankovnispojeni:  CSOA a.s. Praha 1
eislo ridtu: 5767660330300
le: 48112836
D|e:C248I12836

(dd le jen "Prod6vajici"),

(ddle spolednd jen "Smluvni strany" nebo kaid'i z nich samostatnd jen "smluvni strana").
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Kupujicije veiejnd vrizkumnd instituce, jejii hlavni dinnostije v€deckf vrizkum v oblasti fyziky,
zejmdna fyziky elementdrnich diistic, kondenzovanrich syst6mfi, plazmatu a optiky. Souddsti
tohoto vfzkumu je i analriza funkdnich materi6l0 a technologii.

Piedmdt plndni (spektrometr) je urden pro vyi'zkum povrchovrich vlastnosti anorganickfch a
organickyich materidhi, zejm6na pro zisk6vdni informaci o kvalitativnim a kvantitativnim
zastoupeni a chemick6m stavu prvkri na povrchu vzorku - kov0, polovodidri, izolantfi,
polymer0 a p165kovrich vzorkr i  (XPS anal ' iza) -  pi i  splndnizdkladnich podminek:

r energet ick6ho a dhlov6ho rozl iSeni z ma16 plochy vzorku,
. chemick6ho mapovdni rozloZeni prvk0 na povrchu zkoumanrich l5tek,
. mdieni hloubkovrich koncentradnich profihi pf i pouZiti piipojen6ho

iontov6ho d6la
a ddle dle charakter ist iky uveden6 v technick' ich podkladech.

Proddvajici je vitdznfm uchazedem zaddvaciho iizeni vyhld5endho Kupujicim dle zdkona d.
B7/006 Sb., o veiejnfch zakdzk6ch (d5le jen ,,ZVZul, pod ndzvem ,,MultifunkEni
fotoelektronovri spektrometr s rychl'im vkldddnim vzork0, kompenzaci povrchov6ho ndboje
a hloubkov'im profilovinim polovodiiovrich a organick'ich materidlfi, nanostruktur a
funkcionalizovan'ich povrchi" (ddle jen ,,Zad6vaciYizeni"l na zhotoveni a doddni piedmdtu
pln6ni dle tdto Smlouvy.

V' ichozimi podklady pro doddni piedmEtu pln6nidle t6to Smlouvy jsou:

2.4.1 Technickd specifikace zadavaci dokumentace k Zaddvacimu iizeni. Zadivaci
dokumentace tvof i  Pi i lohu d. 1 t6to Smlouvy a je jej i  nedi lnou souiSst i  (d5le jen

,,Zaddvaci dokumentace"). Technickd specifikace Kupujiciho k piedmdtu plndni je tdZ
nedi lnou souddst i t6to Smlouvy jako jej i  Pi i loha i .2 al .

2.4.2 Nabidka Proddvajiciho podand vrdmci Zaddvaciho iizeni v rozsahu t6 ddsti, kterd
piedmdt plnEni technicky popisuje. Tato nabidka Proddvajiciho tvoii Piilohu d. 2 b)
Smlouvy a je jeji nedilnou souddsti (ddle jen ,,Nabidka").

V piipadd kolize Pifloh Smlouvy md piednost technickri poiadavek vy55i rlrovnd a jakosti.

Proddvajici prohlaiuje, Ze disponuje ve5kenimi odborn'imi piedpoklady potiebn'imi pro
doddni piedmdtu plndnl k i innost i  dle Smlouvy je opr6vn6n a na jeho strand neexistuj i  Z5dn6
piekdiky, kterd by mu brdni ly piedmdt plnEnidle Smlouvy dodat.

Proddvajici bere na v6domi, Ze Kupujici povaiuje ridast proddvajiciho ve veiejnd zakdzce pii
splndni kvalifikadnich piedpokladri za potvrzeni skutednosti, Ze proddvajici je ve smyslu
ustanoveniS 5 odst,  1 zdkona E.89nOL2 Sb.,  obdanskri  zdkonik (ddle jen,,OZ") schopen pi i
plndni tdto Smlouvy jednat se znalosti a pedlivosti, kterd je s jeho povoldnim nebo stavem
spojena, s tim, Ze piipadn6 jeho jedndni bez t6to odborn6 pdde prijde k jeho tfii. Proddvajici
nesmisvou kvalitu odbornika ani svd hospoddiskd postaveni zneuiit k vytvdieni nebo k vyuZiti
zdvislosti slabSi strany a k dosaieni ziejmd a nedrivodnd nerovnovdhy ve vzdjemnych prdvech
a povinnostech Smluvnich stran.

Proddvajici bere na vddom[, ie Kupujici neni ve vztahu k piedmdtu tdto Smlouvy
podnikatelem, a ani se piedmdt tdto Smlouvy netfkd podnikatelskd dinnosti Kupujiciho.

Proddvaj ic i  bere na vddomi, ie Kupuj ic i  hradi kupni cenu za piedm6t plndni dle Smlouvy
z dotace vdzan6 na derpdniv kalenddinim roce uzavieni Smlouvy. Doddni piedmEtu plndnive
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stanovenfch terminech a kvalitd, jak vyplyivii z Piiloh E. 7 a 2 t6to Smlouvy, je z tohoto drivodu
pro Kupujiciho zdsadni. V piipadd, Ze Proddvajici nesplnismluvni poZadavky, mriZe Kupujicimu
vzniknout 5koda.

2.9 Proddvajici prohlaiuje, Ze piejimd na sebe nebezpedi zmdny okolnostive smyslu ustanoveni I
1765 odsI.2 OZ.

2.tO Smluvni strany prohlaiuji, ie zachovaji mldenlivost o skutednostech, kter6 se dozv6di
v souvislosti s touto Smlouvou a pii jejim pln6ni a jejichi vyzrazenf by jim mohlo zprisobit
djmu. Timto nejsou dotdeny povinnosti Kupujiciho vypl'ivajici z prdvnich piedpisri.

III. PFEDMET SMTOUVY

3.1 Piedmdtem tdto Smlouvy je zdvazek Proddvajiciho dodat Kupujicimu a pievdst na Kupujiciho
vlastnick6 prdvo k:

,,MultifunkEnimu fotoelektronov6mu spektrometru s rychlrim vkliiddnim vzork0,
kompenzaci povrchov6ho ndboje a hloubkov'im profilovdnim polovodiEov'ich a organick'ich
materi6hi, nanostruktur a funkcionalizovanrich povrchti" (ddle jen ,,lboli" nebo ,,Piistroj") a
Kupujici se zavazuje Zboii pievzit a zaplatit Proddvajicimu zaZboii sjednanou cenu.

3.2 Souddst i  plnEni je:

3.2.1, doprava Piistroje do mista plndni, jeho vybalenia kontrola,

3.2.2 piipojeni Piistroje k instaladnim rozvodfim v mist6 pln6nivdetnd jeho instalace,

3.2.3 ovdienispr i ivnd funkce Pi istroje a jeho sei izeniv mistd pln6ni,

3.2.4 demonstrace provozu Piistroje spodivajiciv provedeni kontrolniho mdienf

3.2.5 doddni instrukci a ndvodfi k obsluze a rldrib6 Piistroje v desk6m nebo anglickdm
jazyce Kupujicimu, a to elektronicky a v tistdn6 podobd,

3.2.6 zaikoleniobsluhy Pi istroje,

3.2.7 odvoz a likvidace nepotfebnvch obaki a dalSich materidhi pouiit ' ich Proddvajicim pii
plndni tdto Smlouvy,

3.2.8 zAruEnia mimozdrudniservis,

3.2.9 zaj i5tEnitechnick6 podporyformou konzultaci ,

3.2.10 bezplatnf servis a servisniprohl idky.

3.3 Piedmdt plndni je podrobnE specif ikovdn v Pi i lohdch i .  ta2 Smlouvy.

3.4 DalSi podminky doddvky:

3.4.1 Pfi prov5dEni dod5vky postupuje Proddvajici samostatnE, av5ak zavazuje se
respektovat pokyny Kupujiciho t'ikajicise realizace piedmdtu plndni dle t6to Smlouvy.



3.4.2 Prod6vajici je povinen upozornit Kupujiciho bez zbytedndho odkladu na nevhodnou
povahu pokynfi dan'ich mu Kupujicim k provedeni dod6vky, jestliie tuto nevhodnost
mohl Proddvajici zjistit pii vynaloZeni odbornd pdde.

3.4.3 Pro piipad, Ze ke splnEni poiadavkri Kupujiciho vyphivajicich z tdto Smlou!ry a
k iddndmu provedeni a provozu Piistroji budou potiebn6 i dal5i doddvky a prdce
uislovn6 neuveden6 v t6to Smlouv6, se Prod6vajici vrislovnE zavazuje tyto doddvky a
prdce na sv6 ndklady obstarat di prov6st a do sv6ho plnEni zahrnout bez dopadu na
kupnicenu podle tdto Smlouvy.

3.4.4 Proddvajici odpovidA za to, Ze Piistroj a sluiby budou v souladu s touto Smlouvou
vdetnd piiloh, nabidkou, platnlimi prdvnimi, technicklimi a kvalitativnimi normami, a ie
Piistroj bude mit CE certifikdt. V piipad6 kolize norem plati vidy norma nebo ta jeji
ddst, v nfi jsou stanovena piisndj5i kritdria.

lv.vrAsrNtcrE pnAvo

Vlastnick6 prdvo piechAzi na Kupujiciho pievzetim Piistroje. Pievzetim se rozumi podpis
pieddvaciho protokolu o pieddnia pievzeti Piistroje obdma Smluvnimi stranami, kteryim zdrovefi
piechdzi na Kupujiciho i nebezpeii 5kody na Piistroji.

V. DOBAPLNEN1

5.1 Proddvajici se zavazuje iddnE zhotovit, obstarat, dodat, vyzkouSet, instalovat, piedat
Kupujicimu a demonstrovat funkdnost Piistroje do 5 mdsicri ode dne uzavieni t6to Smlouvy,
nejpozdEji v5ak do 15. listopadu 2014.

Proddvajici neni oprdvndn v rdmci lhfity dle odst. 5.1 dodat Piistroj diive, nei bude Kupujicim
informovdn o piipravenosti prostor pro instalaci.

Vl. Misro DoDANi A pFeoANi zsoZi

Mistem doddni a pieddni a pievzeti Tboii je mistnost d. F93 v budovE F v aredlu Fyzikdlniho
fstavu AV eR, v. v. i., Cukrovarnickd tt2/L0,162 O0 Praha 6.

PAIPRAVENoST MisTA pFeoArui

Proddvajici se zavazuje prov6st prohlidku mista pieddni Zboii (instalace) a dle udindn6ho
zjiStdni nejpozdEji 5 dnri od data podpisu Smlouvy piedat Kupujicimu soupis podminek a
poiadavkri nutnvch pro iddnou instalaci Piistroje vdetn6 poZadovanrich parametr0 - napi.,
poZadavky na elektrickd zdsuvky, umistdni komponent aparatury, teplota v mistnosti, vibrace.
Podminky poiadovan6 Proddvajicim nesmi vybodovat z podminek obvyklfch pro instalaci
o bdobnfch vddeck'ich zaiizeni.

Proddvajici je povinen pisemnd informovat Kupujiciho o piesndm terminu pro provedeni
instalace Piistroje, a to alespofi 5 pracovnich dnri piedem tak, aby byl zachovdn termin plndni
dle Smlouvy.
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V dostatedn6m piedstihu pied terminem pro provedeni instalace Piistroje vyzve Kupujici
Proddvajiciho ke kontrole prostor pro instalaci ke splndni podminek dle odst. 7.1, aby tak
mohly b! ' t  odstrandny pi ipadn6 nedostatky brdnici instalacivterminu uveden6m vodst.5.L.
O pi ipravenost i  mista piedi ini  pro instalaci  sepi5iSmluvnistrany zdpis.

Kupuj ic i je povinen Proddvaj ic(mu po uplynut i lh0ty dle odst.  7.2 umoini t  provedeni instalace
v prostordch pro instalaci. Kupujici si vyhrazuje prdvo prodlouiit termin podle odst. 5.1
pisemnlim ozn6menim zaslanrim Proddvajicimu na adresu uvedenou v dldnku L t6to Smlouvy,
a to v piipad6 organizadnich drjvod0 na sv6 stran6.

KUPNi CENA. FAKTURACE, PTACENI

Kupni cena vychdzi z Nabidky a dini 15.970.000,- KE, slovy:
patndctmilionridevdtsetsedmdesdttisickorundeskrich bez dand z piidan6 hodnoty (ddle jen

,,Kupni Cena"). Dafi z piidand hodnoty vypoiSdaji Smluvni strany dle platnrich prdvnich
piedpisri.

Kupni Cena piedstavuje maximdlni zAvaznou nabidkovou cenu Prod6vajiciho a zahrnuje
veiker6 pln6ni Proddvaj ic iho smdiuj ic i  ke splndni poiadavkri  Kupuj ic iho na iddn6 doddniZboi i
dle t6to Smlouvy, veSkerd ndklady Proddvajiciho nutn6 k realizaci doddvky a k jejimu pieddni,
ve5ker6 poplatky, cla a pojiStdnijakoi i ve5kerd n5klady spojen6 s pievzetim, jakoZ i ndklady
vznikld v souvislosti s vytvoienim piedmdtu du5evniho vlastnictvi a se ziskdnim a udriovdnim
ochrany takov6ho piedmdtu duSevniho vlastnictvi.

Smluvni strany se dohodly, Ze Kupni Cenu je Proddvajici oprdvndn fakturovat za ndsledujicich
podminek:

8.3.1 Prvni ddst Kupni Ceny odpovidajici 90 % z celkov6, Kupni Ceny ve v'iSi 14.373.000,- Ki
bez DPH po podpisu pieddvaciho protokolu dle odst. 10.6 Smlouvy, kteni stvrzuje plnou
funkdnost instalovan6ho zaiizeni bez drobn'ich vad a nedod6lk0.

8.3.2 Druhou ddst Kupni Ceny odpovidajici 10 % z celkovl Kupni Ceny ve v1i5i 1.597.000,- KE
bez DPH po podpisu Zdvdreind zprAvy o Zku5ebnim provozu dle odst. 12.3 Smlouvy.

Povinnou ndleZitosti dafiovrich dokladri jsou zejm6na tyto ridaje:

8.4.1 obchodni f i rma/ndzev a adresa Kupuj ic iho dle zdhlavi t6to Smlouvy

8.4.2 dafiov6 identifikadni dislo Kupujiciho,

8.4.3 obchodnifirma/ndzev a adresa Proddvajiciho,

8.4.4 dafiovd identifikadni dislo Proddvajiciho,

8.4.5 evidendni dis lo daf iov6ho dokladu,

8.4.5 rozsah a piedm6t plndni,

8.4.7 datum vystaveni dafiovdho dokladu,

8 .4 .8  r id tovandddstka ,sazbaDPH, iSs tkaDPH,r id tovandddstkavd.DPH-v5evKd,

8.4



8.4.9 dislo smlouvy.

8.5 Kupujici preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efakturv@fzu.cz.
Vystaven6 daiov6 doklady nesmi blit vrozporu s mezin5rodnimi dohodami o zamezeni
dvojiho zdandni, budou-li se na konkr6tni piipad vztahovat.

8.6 Lh0ta splatnost i  daiovvch dokladri  je t i icet (30) dnri  od data jej ich dorudeni Kupuj ic imu (ddle
jen "Lh0ta splatnosti"). Zaplacenim ridtovan6 ddstky se rozumi den jejiho odesldni na ridet
Proddvajiciho.

8.7 Pokud dafiov'i doklad - faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami
stanoven!'mi Smlouvou nebo nebude splfiovat poiadovan6 zdkonn6 ndleiitosti, je Kupujici
opriivn6n dafiovy doklad Proddvajicimu vrdtit jako nedpln'i k doplndni, resp. nesprdvnd
vystaveny k nov6mu vystaveni, a to ve lhritd pdti (5) pracovnich dnri od data jeho dorudeni
Kupuj ic imu. Kupuj ic i  pi i tom neniv prodleni s t ihradou Kupni Ceny nebo jej i  ddst i .  Novd lhr i ta
splatnost i  zadne plynout dnem dorudeni opraven6ho nebo novd vyhotoven6ho daf iov6ho
dokladu Kupuj ic imu.

8.8 Dafiov'i doklad dle odst. 8.3.L musi b'it doruden do podatelny Kupujiciho nejpozddji do 15.
12.201,4 pod smluvni pokutou dle odst.  18.2.

8.9 Kupujici je oprdvndn pozastavit di jednostrannd zapoditat proti pohleddvkdm Proddvajiciho
kteroukoli z plateb z dfivodu:

8.9.1 neopravenfch vad a nedodElkti,

8.9.2 Skody zprisoben6 Proddvajicim,

8.9.3 smluvni pokuty a j in6 majetkov6 sankce.

8.10 Proddvajfci neni oprdvnEn zapoditat iddnou svou pohleddvku proti pohleddvce Kupujiciho
z t6to smlouvy.

lX. pRAvA A povtNNosT| sMLUVNicn srnaN

9.L Proddvajicise zavazuje upozornit Kupujiciho na piipadn6 piekdiky na sv6 stran6, kterd mohou
negativn6 ovlivnit iddn6 doddni Piistroje.

9.2 Kupujici md prdvo na informaci o rozpracovanosti Pfistroje.

9.3 Odchylnd od 5 2126 OZ Smluvni strany sjedndvaji, Ze Prod6vajici neni opr6vndn vyuZit
institutu sv6pomocn6ho prodeje.

X. DODANi. INSTALACE. PNEDANIA PREVZET1

10.1 Piedmdtem pied6vaciho i izeni je ovdienikompletace a funkdnost i  Pi istroje dle Pi i loh i .  ta2
tdto Smlouvy,

tO.z Proddvajici na sv6 ndklady piepravi Piistroj do mista pieddni a v t6;e lh0t6 zahdji jeho
instalaci .



10.3 Kupujici je povinen umoinit Proddvajicimu provedenii instalaci a demonstraci Piistroje kaid'i
pracovniden v terminu od 7:30 do 18:00 hod.

tO.4 ProdSvajici zdokumentuje instalaci Piistroje a provede zku5ebni test spodivajici v ovEieni
technickyich poZadavkri podle piilohy d. 1 a 2 t6to Smlouvy formou mdieni aZ 5 vzorkri
dodanlich Kupujicim a formou mdieni libovoln6ho mnoistvi vzorkfi dodan'fch Proddvajicim
dle jeho rivahy.

10.5 Souddst i  pieddvaciho i izeni je pieddnitechnickd dokumentace vztahuj ic ise k Pi istroj i ,  ndvod
k uZivdnL prohldSeni o shodd dodandho Pi istroje a viech jeho souddst i  se schvSlenrimi
standardy.

10.6 Pieddvaci iizeni je ukondeno vystavenim pieddvaciho protokolu obsahujiciho potvrzeni
o i5dn6m pieddni Piistroje a specifikaci provedenfch testfi (ddle jen ,,Pfeddvaci protokol") s
tdmito povinnrimi nSleiitostmi :

. ridaje o Proddvajicim, Kupujicim a subdodavatelich,

o popis Piistroje, kteni je piedmdtem pieddnia pievzeti, vdetnd soupisu komponent,

o provedend zku5ebni testy: druh, doba trvdni, dosaiend parametry,

.  seznam technick6 dokumentace vdetnd manudlu,

r vVhrada Kupujiciho tri kajicise drobnrich vad a nedodElkfi,

o urdeni data zahdjeni zkuSebni doby k ov6ieni dal5ich parametr0 (ddle jen ,,Zku5ebni
ptovoz"),

prohlSSeni Kupujiciho, zda doddvku piebird nebo nepiebird,

datum podpisu protokolu o pieddni a pievzeti doddvky;

10.7 Pieddni Piistroje nezbavuje Proddvajiciho odpovddnosti za Skody vznikl6 v dfisledku vad.

10.8 Kupujici neni povinen pievzit Piistroj, kteni by vykazoval vady a nedoddlky, byt' by samy o
sobd ani ve spojeni s jinlimi nebrdnily iSdn6mu ul{vdni Piistroje. NevyuZije-li Kupujici svdho
prdva nepievzit Piistroj vykazujici vady a nedod6lky, uvedou Proddvajici a Kupujici
v Pieddvacim protokolu soupis zji5t6nrich vad a nedod6lk0, vdetnd zp0sobu a terminu jejich
odstrandni. Nedojde-li v Pieddvacim protokolu k dohodd mezi Smluvnimi stranami o terminu
odstrandnivad plati, ie tyto vady maji b'it odstrandny ve lhfitd 48 hodin ode dne pieddni a
pievzeti Piistroje.

XI. 5rolrrui zAMEsrNANc0 rupulicino

1,1.1 Proddvajicise zavazuje zaikolit alespoil 4 zamdstnance Kupujiciho po dobu trvdni 2 dnri.

1L.2 5kolenim se rozumi poskytnuti v'ikladu o konstrukci a funkci Piistroje, piedvedeni obsluhy
Piistroje vdetnd postupri v5ech rutinnich mdieni a ridriby Piistroje vykondvanlich obsluhou



Piistroje, metodickd vedenia kontrola Skolen6ho pracovnika/0 pii praktick6m ndcviku obsluhy
a fdrZby vykoniivan6 obsluhou Piistroje.

XII. ZKUSEBN1PROVOZ

Lz.t  Po pieddni Pi istroje dle dldnku X. a za5koleni obsluhy zahdj i  Kupuj ic i  30-t i  denni Zku5ebni
provoz.

12.2 Zku5ebni provoz slouZi k prokdzdni splndnitechnicklich parametrfi dle Piiloh i. t a 2 Smlouvy
a jin'ich parametrfi Piistroje, kte16 nelze prokdzat provedenim funkdniho testu podle odst.
10.4.

12.3

12.4

12.5

O tisp65n6m provedeni Zku5ebniho provozu Smluvni strany vystavi Zdvdrednou zprdvu o
ZkuSebnim provozu.

Zdvdrednd zpriiva o Zku5ebnim provozu musi b'it podepsdna obdma Smluvnimi stranami a
musiobsahovat vyjddieni, ie Piistroj funguje iddnE a je bez vad a nedoddlkri.

Soud6sti zprdvy bude soupis provedenfch kontrolnich experimentfi deklarujici technick6
specifikace a plnou funkci Piistroje.

xl I l. zAJ rSrEN i TECH N rcKE po opo nv Fo RMou KoNzu rrAci

Proddvajici je povinen poskytovat Kupujicimu bezplatnd konzultace a technickou podporu
vztahujfci se k piedmdtu plndni po dobu trvdni zdrudni doby. Proddvajici se zavazuje poskytnout
Kupuj ic imu konzultace a technickou podporu vztahuj ic ise k piedm6tu plndni i  v pozdrudnidobd.

XIV. zAsTUPcI. ozNAMoVANi:

1,4.1 Proddvajici zmocnil tyto zdstupce odpov6dne za iizeni realizace dod6vky Piistroje a ke
komunikaci s Kupuj ic im:

lng. Alexandr Giba
e-mai l :  gaba @specion.biz
tel. +420 244 402091,

14.2 Kupujicizmocniltyto zdstupce odpovEdn6 za komunikaci s Proddvajicim pii realizaci dodiivky
a ke komunikacis Proddvaj ic im:

lng. Petr JiiiEek, CSc.
e-mai l  :  j i r icek@fzu.cz
tel. +420 220 31,8 438

14.3 VeSkerd ozndmeniudin6nd mezi Smluvnimi stranami podle t€to Smlouvy musi b'it vyhotovena
pisemnE a dorudena druh6 Smluvni stran6 osobn6 (s pisemn'im potvrzenim o pievzeti) nebo
doporudenfm dopisem (na adresy Kupujiciho a Proddvajiciho uveden6 v dl. I t6to Smlouvy), di
jinou formou registrovandho poStovniho nebo elektronick6ho styku s elektronickfm
podpisem na adresu e-podatelna@fzu.cz v piipadd Kupujiciho a info@specion.biz v piipadd
Proddvajiciho.



L4.4 Ve vEcech odborn'ich nebo technickfch (jedndni o piedvedeni Piistroje, ozndmeni potieby
zdruiniho, mimozdrudniho a pozdrudniho servisu apod,) je pi ipustnd elektronickd komunikace
prostiednictvim zdstupcri ve vEcech technickyich na e-mailovd adresy uvedend v odst. 14.1 a
14.2.

XV. UKoNEEN1 SMLoUVY. VY55i Moc:

15.1 Tuto Smlouvu lze ukondit  splnEnim, dohodou Smluvnich stran nebo odstoupenim od Smlouvy
z d0vodri stanovenyich v zdkonE nebo ve Smlouv6.

15.2 Kupujici je opr6vn6n od Smlouvy odstoupit bez jakrichkoliv sankci na jeho stran6, nastane-li
ndkterd z niZe uvedenfch skutednosti:

a.  Pi istroj  nebude dod6n dle odst.  5.1 Smlouvy,

b. pii pieddvdnf Piistroje nebudou splndny technick6 parametry dle poZadovand technickd
specifikace a podminky dle Piilohy i. 1, a 2 a technickrich norem nebo tento nedostatek bude
zjiStdn v prribdhu Zkuiebniho provozu,

c. vyjdou najevo skutednosti svdddici o tom, Ze Proddvajici nebude schopen Piistroj dodat,

d. Kupujicimu nebude uddlena finandni podpora k realizaci zakAzky nebo bude podpora kr6cena
di odloiena a Kupujici pies ve5ke16 risili nezajisti j inri zdroj financovdni,

e. Proddvajici nebude splfiovat kvalifikadni piedpoklady dle Zaddvacidokumentace,

f. piedan'i Piistroj bude vykazovat vady, pro kter6 jej Kupujici nebude moci prokazatelnE uZlvat
vice jak 50 dnti (doba zdvad) bdhem Sesti po sobE jdoucich mEsic0 zdrudnidoby,

15.3 Proddvajici je oprdvndn od Smlouvy odstoupit v piipad6, Ze Kupujici je v prodleni se
zaplacenim faktury delSim neZ 2 mdsice s v'fjimkou piipadri, kdy Kupujici nezaplatil fakturu
z drivodu vad dodan6hoZboii nebo poruSenismlouvy Proddvajicim.

15.4 Odinky odstoupeniod Smlouvy nastdvaj idnem dorudeni pisemn6ho ozndmeni jedn6 Smluvni
strany o odstoupeni od Smlouvy druhd Smluvni strand. Strana, kter6 bylo pied odstoupenim
od Smlouvy poskytnuto plndni druhou stranou, toto plndnivrdt i .

15.5 Za okolnost vyludujiciodpovddnost se povaiuje piekdika, jeZ nastala nezdvisle na vrjli povinnd
Smluvnistrany a brdni j ive splndni je j i  povinnost i ,  jest l i ie nelze rozumnd piedpokl i idat,  Ze by
povinnd Smluvni strana tuto piekdiku nebo jeji ndsledky odvrdtila nebo piekonala, a d6le,2e
by v dobd vzniku zivazku tuto piekdZku piedvidala. Odpovddnost nevyluduje piekdZka, kterd
vznikla teprve v dobE, kdy povinn6 Smluvnistrana byla v prodleni s plndnim sv6 povinnost i ,
nebo vznikla z jej ich hospoddiskr ich pomdr0. Ui inty vyluduj ic i  odpovddnost jsou omezeny
pouze na dobu, dokud trvd piekdika, s niljsou tyto ridinky spojeny.

15.6 Nastane-li piipad vy55i moci, budou terminy stanoven6 Smlouvou prodlouZeny o dobu
odpovidaj ic idobd trvdni pi ipadu vy55i moci.
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XVI. PoJIsTENi

Proddvajici se zavazuje pojistit Zboii proti veSkenim rizik0m, a to ve vri5i ceny Zboii a po dobu
vymezenou zahdjenim piepravy aZ do pieddni Kupujicimu. V piipadd poru5eni t6to povinnosti
odpovidd Proddvajici za vzniklou Skodu. Proddvajicije povinen na iddost Kupujiciho poiadovan6
pojiStEni doloiit.

xvll. zAnuxa, pozAnueruin uluozenutruisrnus

17.1' Proddvajiciposkytuje Kupujicimu zdruku za jakost dodan6ho Piistroje jako celku po dobu 18
mEsicti. Zdruka za jakost podind bdZet dnem ndsledujicim po podpisu Zdvdredn6 zpr6vy o
Zku5ebnim provozu dle odst.  12.3.

17.2 Proddvajici se zavazuje zajistit bezplatnri servis a pravideln6 servisni prohlidky v rozsahu
stanoven6m vyrobcem, nejm6nd v5ak 2x rodn6, po celou dobu zdrudnidoby dle tdto Smlouvy,
vdetnd oprav, doddvky ndhradnich dihi a dopravy a prdce servisniho technika.

17.3 Zjisti-li Kupujicizdvadu, vyzve Proddvajiciho k jejimu odstrandnina adrese: info@specion.biz .
Proddvajici je povinen do 48 hodin od piijeti ozndmeni vadu kvalifikovand posoudit a
navrhnout ie5enL nedohodnou-l i  se Smluvni strany j inak.

17.4 Proddvajicije povinen odstranit vady uplatndn6 v zdrudni dobd ve lh0td 7 pracovnich dnri ode
dne piijeti reklamadniho ozndmeni. V piipadd vady nikoli bdind je Proddvajici povinen provdst
opravu v dobd obvykl6 charakteru vady. Ndklady souvisejici s opravou vdetn6 piepravn6ho a
cestovn6ho vZdy hrad i Proddvajici.

17.5 Opravenf Piistroj pied6 Proddvajici Kupujicimu na z6kladd pieddvaciho protokolu o opravd
vady (ddle jen ,,Protokol o opravd vady") obsahujiciho potvrzeni obou Smluvnich stran, :e
Piistroj byl zbaven vad.

17.6 Na opravenou ddst zboZi se vztahuje zdrudni doba dle odst.  17.1 a podind bdiet dnem
odstrandnivady Piistroje dokumentovan6ho podpisem Protokolu o opravE vady oprdvnEnrimi
zdstupci obou Smluvnich stran.

17.7 Proddvajici prohlaSuje, ie zajisti mimozdruinf servis po dobu trvdni zdruky a pozdrudniservis,
jehoZ d6lka je omezena uplynutim 5 let ode dne ndsledujiciho po uplynuti zAruky; servisni
podminky jsou totoZnd s ustanovenimi tohoto dldnku s vyijimkou bezplatnosti. Cena servisu
nesmi piekrodit  cenu obvyklou pro plndni obdobn6ho druhu. Odst.  18.5 se vztahuje i  na
pozdrudniservis.

17.8 Proddvajicise zavazuje po dobu trvdnipozdrudniho servisu poskytovat bezplatnou aktualizaci
softwa ru pro ovlddd n i spektrometru a pro vyhod nocovd n i spe kter.

XVIII. SMtUVNi POKUTY

18.1 Kupujicije oprdvndn uplatnit vridi Proddvajicimu smluvni pokutu ve vriSi 0,2/o z Kupni Ceny za
kaid'i den prodlenis doddnim Piistroje dle dlSnku V. t6to Smlouvy.

18.2 Kupujicije oprdvnEn uplatnit vtidi Proddvajicimu smluvni pokutu ve vfSi 100.000,-Kd z Kupni
Ceny za prodleni s dod6nim iddn6 vystavendho daiov6ho dokladu piesahuj ic i termin 29. 12.
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201.4.

1-8.3 V piipad6 odstoupeni od Smlouvy dle odst. 15.2 pism. b Smlouvy je Kupujici oprdvndn
uplatnit vridi Proddvajicimu smluvni pokutu ve v'iSi 30% KupniCeny.

18.4 V pi ipadE odstoupeniod Smlouvy dle odst.  15.2 pism. f  Smlouvy je Kupuj ic i  oprdvndn uplatni t
vrjdi Proddvajicimu smluvni pokutu ve vri5i 20% KupniCeny.

18.5 V piipadd prodleni Proddvajiciho s provedenim zirutni opravy je Kupujici oprdvndn uplatnit
vrjdi Prod6vajicimu smluvni pokutu ve v1i5i 1.000,- Kd za kaid'i den prodleni.

18.6 Kupujici je povinen zaplatit Proddvajicimu smluvni pokutu ve v'iSi 0,OL % z dluin6 ddstky za
kaZdf zapodat, i  kalenddini  den prodleniv pi ipad6 prodlenis r lhradou Kupni Ceny.

18.7 Smluvni pokuta je splatnd do 30 dnrj ode dne odeslSniv'izvy k zaplaceni.

L8.8 Zaplacenim smluvnipokuty nejsou dotdeny ndroky smluvnich stran na ndhradu 5kody, pouZit i
ustanoveni 5 2050 OZ je vyloudeno.

XIX. SPORY

Ve5ker6 spory vznikl6 z tdto Smlouvy di z prdvnich vztahri s n[ souvisejicich budou Smluvnistrany
ie5it jedndnim. V piipad6, Ze nebude moind spor urovnat jedndnim ve lhritd Sedesdti (50) dnri,
bude takov'i spor rozhodovat na ndvrh jedn6 ze Smluvnich stran soud v eesk6 republice, jehoZ
mistni piisluSnost je urdena sidlem Kupujiciho.

XX. ZAVEREEruA n JINA UJEDNAN1

2O.t Smlouva piedstavuje riplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujicim a Proddvajicim.

2O.2 Pokud se jak6koliv ustanovenitdto Smlouvy pozddji ukdZe nebo bude urdeno jako neplatn6,
netldinn6 nebo nevynutiteln6, pak takovd neplatnost, neridinnost nebo nevynutitelnost
nezp0sobuje neplatnost, neili innost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. Vtakov6m
piipad6 se Smluvni strany zavazuji bez zbytedndho prodleni nahradit po vzdjemnd dohodd
nepfatn6, neridinn6 nebo nevynutiteln6 ustanovenismlouvy novym ustanovenim , jei nejbliie,
v rozsahu povolendm prdvnimi piedpisy desk6 republiky, odpovidd rimyslu Smluvnich stran
v dobd uzavienit6to Smlouvy.

20.3 Tato Smlouva nab'ivd platnosti a fdinnosti dnem sv6ho podpisu oprdvndnfmi osobami obou
Smluvnich stran.

20.4 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo mdnit v'iludnd formou pisemn'ich odislovanfch dodatkri,
opatfenich dasovrim a mistnim urdenim a podepsanfch oprdvn6nfmi zdstupci Smluvnich
stran. Smluvni strany ve smyslu ustanoveni S 564 OZ vrislovnd vyluduji provedeni zm6n
Smlouvy v j ind form6.

20.5 Tato Smlouva je sepsdna ve dtyiech (4) vyhotovenich, z nichi kaid6 vyhotoveni md povahu
origindlu. Kaidd ze Smluvnich stran obdrZi po dvou (2)vyhotovenich.

20.6 Nedilnou souddstiSmlouvy jsou tyto piilohy:

n



Piifoha d. 1: Zadlvaci dokumentace
Piiloha d. 2: Technickd specifikace

a) Technickd specifikace Kupujiciho k Piistroji (piedloieno Kupujicim, pii
podpisu smlouvy doloZi Kupujici)

b) Nabidka Proddvajiciho v rozsahu ddsti, kterd technicky popisuje Piistroj
vdetnd vyjiidieni k hodnoticfm krit6riim B. - D.

Piiloha d. 3: Seznam subdodavatelfi, j imi bude za pln6ni subdoddvky uhrazeno vice nei L0%
z Kupni Ceny vd. souvisejicich dokumentO

20.7 Proddvajici se zavazuje, ie po doddni Piistroje dle tdto Smlouvy poskytne Kupujicimu
soudinnost, aby Kupujici mohl dostdt svlim povinnostem dle I I47a 7VZ, zejm6na mu na jeho
Zddost poskytne seznam subdodavatehi, jimi bylo za plndni subdodiivky uhrazeno vice nei
10% z Kupni Ceny.

Smluvnistrany stvrzujismlouvu podpisem na drikaz souhlasu s cel'im jejim obsahem.

V Praze dne v ?rr^" dne c/.6, zor4

20.8

2014

.I, yriinaini ris{ ;l:' .,i,..i/ a&'
veiejnri  vj"zlrumnd ins!. i t , jce
182" ?-1 Praha 8, Na Slcrrance 2

I

Za: SPECION, s.r .o.

&z^-
lng. Alexandr Gdba

jednatel

GflpEctoN,,,o.
--Buddiovickd 1998/55

140 d0 Praha 4
ld:481 1 2836 Dle:C2481 1 2836

7a: Fyzik6lni ristav AV eR, v. v.

prof. Jan Rian; orsc.
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P{Lc tn

zADAVAci oorurueNTAcE K vE NE zAKAzce zloAvenE ole
e. B7t2oo6 sB., o venelruYcHzaxAzxAcn, vE zruErui PozoEl5icn

[ 4

pnEoplsU JEN

Multifu nkdni fotoelektronovf spektrometr s

rychlfm vkl5d6nim vzorkt, kompenzaci
povrchov6ho n6boje a hloubkovfm profilov6nim

polovodidovich a organickfch materiil0,

nanostruktur a funkcional

2. IDENTTFIKACI-II OOAIC ZADAVATELE

t Sidlo / misto podnikdni / misto trval6ho
dorudovaci adresa

Osoba opr6vn6ndr jednat jm6nem 6i za
zadavatele:

]  t , la  S lovance 1999/2 ,  18221Praha 8
t

doc. Jan Riot<Y, DrSc., ieditel

i Obchodni firma nebo n1zev lobchodni firma
Fyzik6lni ristav AV eR, v. v. i.

I A. KLASIFIKACE PREDMETU VENCIruE ZAKPAKY

Druh veiejn6 zakAzky;
Druh zad5vaciho iizeni:

veiejnd zakAzka na dod6vky
otevlen6 nadlimitnI iizeni

l_+. p ne o po xrAo n ru A I g pltorA yE_5EJ t'tE!4I44f-{Y

Piedpokl6dan6 hodnota veiejn6 zakAzky: 17 355 000,- Ke bez DPH

Vzhledem k omezen6 vf5i dotace je limitni a nejviSe piipustnd nabidkov6 cena 21000 000,- Ke
vdetn6 DPH. Nabidka s vy55i nabidkovou cenou bude vyiazena a uchazed vylouden ze zadAvaciho
iizeni.



vyM u EN i enq_o--ru,Ep,ve ne.lu E zeint<v

Pledmdtem vetejn6 zaklzky je doddvka v6deck6ho piishoje - multifunkdniho fotoelektronov6hospektrometru.

Piedmet plneni veiejnE zakazky je detailn6 vymezen vzorem smlouvy, kteqr tvoti piilohu c. .1 tetozadfvaci dokumentace.

6. TECHNICKE PODMiNKY DLE, zlxiaxy
s 45 ZVZ, JE-L' rO oDovoDNENO pREDME'rervrrvE.RilNF

souddsti zaddvacich podminek jsou minimdlni technick6 pozadavky uveden6 v piiloze c. 2 a) vzoruSmlouvy' kter6 tuoii piilohu t6to zad6vaci dokumentace. Je povoteno kvalitativn6 stejn6 nebo vyssi

f:,tJ:ffi[popsano 
vtechnick6 specifikaci, vzdy ate musi bfr sptn6ny minim6tnipozaoavry oane

! 
- -".--^

i t ::T93-ru - eoinair,rrilEFHFlifiEBNid{, r x, l pnip---_---*F. ,--9F'{F.s,IlvryicE pqona in e|t zr xl@g*qri-ffi ,
zavazn' obchodnt podminky vdetn6 platebnich podminek, piipadn6 teZ objektivntch podminek, zanichZ je mozno piekrodit v1i5i nabidkov6 ceny, jsou uvedeny ve vzoru smrouvy, kterf je soueesti t6tozadAvaci dokumentace.

8.1 Poiadavek zadavatele na pojistdni piedm6tu plndni

Po2adavek zadavatele na pojiStoni piedm€tu pln6nl je uveden ve vzoru smlouvy, kterf 1e soud6stit6to zad6vaci dokumentace.

8. . p-oZADAVKy NA veil,nrlrv r,r,neiDil(

Zadavatel nepiipouSti variantv nabidek

g: p_gti-DAV-l1I ryA Utrl_g"o"-F zpi@

10'1' Pozadavky na zp0sob zpracovani nabidkov6 ceny jsou stanoveny ve vzoru smrouvy, ktera jesoud6sti t6to zad6vacl dokumentace

10.2. Uchazed stanovi nabidkovou cenu za
zaddvacimi podminkamr.

cely predm6t ptndni veieln6 zakAzky v soutadu se



10, JINE p.,oZnonVrv zeonvltELE NA pl-ttEt'tivEnelruE z*t<itzwv

11.1. Po?adavek zadavatele na garanci poz6rudniho servisu a n6hradnich dilti

Zadavatel poZaduje, aby uchaze6i garantovali zajist6ni poz6ru6niho servisu, v6etn6 n6hradnich dilft,

v cendch nepievySujicich ceny obvykl6, 5 let po uplynuti zirudnl doby. Tento poZadavek zadavatele je

bliZe uveden ve vzoru Smlouvy, kter6 je piilohou t6to zaddvaci dokumentace.

1l.2.Ptedlo2eni doklad0 souvisejicich s nabizenfm piedm6tem pln6ni

Uchazec ve sv6 nabidce piedloZi piislu5nd technologick6 listy a specifikace parametrt nabizen6ho

piedm6tu plndni v cesk6m nebo anglickdm jazyce fiind jazykov5 mutace je nepifpustnd) a z tichto

dokument0 u6ini souddst Piilohy d.2 b) vzoru Smlouvy.Zpledlolenfch dokument& musi bltztejm6

spln6ni minimSlnich technickfch parametrir uvedenlch v Piiloze t,.2 a\ vzoru Smlouvy.

11. POZADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobn6 specifikace poZadavkrlr zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikadnl dokumentaci,
kter6 tvoii piilohu e. 2 t6to zaddvaci dokumentace. Kvalifikadnl dokumentace upravuje podrobnim
zp0sobem vymezeni a zp0sob prokdzdni kvalifikadnich piedpoklad0.

12. ZPUSOB HODNOCENI ruEBIOET

Zdkladnim krit6riem hodnocenI je ekonomick6 vfhodnost nabidky.

Nabidky uchazec&, ktere splni v5echny minimdlni technick6 parametry, budou hodnoceny
nAsledovn6:
Pro hodnocent nabidek pouZije hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 aZ 100 bodO. KaZd6
jednotliv6 nabldce je dle dil6iho hodnoticiho krit6ria piidElena bodovA hodnota, Rteri odr62i tispdSnost
piedm6tn6 nabidky v r6mci dildiho krit6ria. Body zajednotliv6 dtl6i krit6ria se n5sledn6 sedtou.
Jako nejvhodndj5i bude hodnotlcl komisi hodnocena nabidka, kter6 zisk6 na zdklad6 vlSe uveden6ho
postupu nejvy55i podet bod0.
Jednotlivfm dildim hodnoticim krit6riim jsou zadavatelem stanoveny body dle jejich d0leZitosti pro

konkr6tni zadAvaci iizen i tak, Ze jejich soueet je celkem 1 00.

Dil6i hodnotici krit6ria:
A. Celkov6 nabidkovd cena bez DPH
B. Celkov6 kvalita a technicke parametry
G. Garantovand citlivost, energetick6 a later6lni rozliSeni
D. Vlastnosti klastrov6ho zdrole Ar ionttr
E. Delka zdrudnidoby

maximSlnioo6et bod0 32
maxim6lni podet bod0 30
maximdlni podet bod0 25
maxim6lnipodet bod0 10
maximdlni poeet bod0 3

Pii pfid6lovdni bodfr pro krit6ria A, B, C, D a E se bude postupovat podle ndsledujicich pravidel:



Ad A') V rdmci dilciho hodnoticlho krit6ria A bude hodnocena celkov6 v;ise nabidkov6 ceny za cet6plndni piedm6tu veiejn6 zakbzky v Kd bez DPH. Piid6leni bodri kont<r6tni nabldce ouoe stanoueno
n6sleduj icim zpfrsobem :

podet pfidSlenfch bod0 = 32 x
nejniZSi nabidkovd cena v Kd (bez DpH)

nabidkovd cena hodnocen6 nabidky v Kd (bez DpH)

Ad B') V r6mci dilciho hodnoticiho krit6ria B bude hodnocena celkov6 kvalita a technick6 parametry
nabizen6ho piistroje. Body ptid6teny dte n6stedujici tabutky:

Ad c') v rdmci dileiho hodnoticiho krit6ria c budou hodnoceny garantovand ciflivost, energetick6 alaterAlni rozliSeni nabizen6ho pilstroje. citlivost je testov6na na vzorku Ag (fotolinie Ag 3d5/2;.Fotoelektrony jsou buzeny monochromatickou AlKo darou. Hodnoceni ciilivosti bude n6sleclujici:

Pti anal'fze v6tsi oblasti povrchu vzorku (o pr0m6ru > 100pm) a pii energetick6m rozliseni 0.6 eVbude garantovan6 ciflivost hodnocena takto:
NabidkasnejvySsigarantovanoucif l ivost i . . .  . . . . .7bod0.
Nabidka s nejniZsi garantovanou ciflivosti... ......2 body.
ohodnoceni body u nabtdek s garantovanou ciflivosti mezi nejvyssi a nejni25i nabizenougarantovanou ciflivosti bude provedeno linedrni interpolaci.

hodnoceni parametr

Poditacem iizend 0hlov6 rozlisen6 fotoemise
(ARXPS)

MoZnost provdd6t paralelni rjhlovd m6ieni
(parallel angle-resolved XpS)
M6leni rozloZeni prvkrl po povrchu vzorku (chemical
mapprng)

DalSt anoda k monochromatick6mu zdroji nebo zdroj
nemonochromatick6ho rtg zdieni s duatni anodou

Zalizeni pro kompenzaci povrchov6ho n6boie

Vyhliv6ni vzorku na manipuldtoru nebo ve vklddaci
komole

Chlazeni vzorku na manipuldtoru nebo ve vfbOact
komoie

System pro vizudlni nastavenl rnt.t" 
"n"11;ry 

na-
vzorKu

Vklddaci komora umoZfiujicf vloZeni vzoit<r:, Ool
z analytick6 komory bez poruSeni UHV

lf_vflagagr !9pore jsou umist6ny priruoy f-prrpoleni dalSich zaiizeni

Souc6stikgmory bude piiruba pro pfipojeni
preparacni komory



pii analfze z mensioblasti povrchu vzorku (o pr0m6ru s 20i.rm)a piienergetick6m rozli5eni 0.6 eV

bude garantovan6 citlivost hodnocena takto:

Nabidka s nejvy55i garantovanou citlivosti... ..7 bodit.

NabidkasnejniZ5igarantovanoucit l ivost l . ' .  . . . . ' .2 body'

Ohodnoceni body u nabidek s garantovanou citlivosti mezi nejvySsi a nejnii5i nabizenou

garantovanou citlivostf bude provedeno line6rni interpolaci.

Energetick6 roztiseni m6ien6 na Silce fotoelektronov6 linie (FWHM) Ag 3d5/2 bude hodnoceno takto:

Nabidka s nejvySsi garantovanou hodnotou energetick6ho rozliSeni'.. ..6 bodfl.

Nabidka s nejniZ5igarantovanou hodnotou energetick6ho rozliSeni.... ..2 body.

Ohodnoceni body u nabidek s hodnotou garantovan6ho energetick6ho rozli5eni mezi nejvyS5i a

nejniZsi nablzenou hodnotou garantovan6ho energetick6ho rozliseni bude provedeno line6rnt

interpolaci.

Laterdlni rozliseni pii mapov6ni rozloZeni prvkfr na povrchu vzorku bude hodnoceno takto:

Nabidka s nejvy55i garantovanou hodnotou later6lniho rozl i$eni. . . . . . . . .  . . . .5 bod0.

Nabidka s nejniZsi garantovanou hodnotou laterSlniho rozli$eni... ..2 body'

Ohodnoceni body u nabidek s garantovanou hodnotou later6lniho rozli5eni mezi nejvy5Si a nejniZSi

nablzenou garantovanou hodnotou laterdlniho rozli5eni bude provedeno line6rni interpolaci.

Ad D.) V r6mci dilciho hodnoticiho krit6ria D budou hodnoceny vlastnosti klastrov6ho zdroje Ar iont&,

ktenim bude nabtzenf pilstroj vybaven. Piid6leni bod0, ktere charakterizuji vlastnosti iontov6ho d6la,

bude provedeno dle ndsledujtci tabulky.

hodnoceni parametr hodnoceni:
odpovdd'ano/ne

piid6len6 body
ano ne

1
Klastrovyi iontovf zdroj poskytuje tak6 monoatomarni
ionty

J 0

2. Piienergii monoatomArnfch iontO v intervalu 0,3 -

0,5 keV je velikost proudu iont& v6t5ineZ 100 nA
2 0

J ,

Klastrovf iontov! zdrojgeneruje klastry iont0
slo2en6 z Ar atomi. Klastry o energii > 10 keV
obsahuiiminimdlnd 1000 aZ 2000 atomtlr

6 0

Ad E.)V rdmcidil6iho hodnoticiho kriteria E bude hodnocena d6lka zdrudni doby poskytnutd na dilo

v m6sicich. Minim6lnt d6lka z6ru6ni doby je 12 m6sic0 (tzn. nabidka s krat5i zArudni dobou bude

vyiazena a uchazed vylou6en ze zadlvaciho iizeni). Ptid6leni bod& konkretni nabidce bude

stanoveno ndsleduj iclm zpflsobem:

d6lka zdrucni doby hodnocen6 nabidky
podet piid6lenich bod0 = 3 x

nejdel5l nabidnut6 zdrucni doba

Uchazed uvede 0daje, kter6 jsou piedm6tem hodnocenl, do vzoru Smlouvy a jeho Piilohy 6. 2 b) (vzor

Smlouvy vdetnd piiloh tvoii pillohu d. 1 teto zadAvaci dokumentace)

Uchazed neni opr6vn6n podminit jim navrhovan6 ridaje, kter6 jsou piedm6tem hodnoceni, dal3i
podminkou. Podmin6ni nebo uvedenl n6kolika rozdllnlch hodnot je d&vodem pro vyiazeni nabidky



a vyloudeni uchazede ze zadavactho iizeni. obdobn6 bude zadavatel postupovat v piipade, ze dojdek uvedeni hodnoty, kter6 je piedm6tem hodnoceni, v jine velidine 6i form6 nezzadavatel stanovit.

j p, noilp-4vFK NA poiiiiHuii Jrsiori

Zadav atel j istotu ne po2ad u ie

r +. po pu ir,rKy A pozAD4v(Mellnecovaru i NAB [DKy

14'1' Nabidka bude pfedloZena vorigin6le a vjedn6 kopii v pisemn6 form6 a ddle rovn.iv erektronickS form6 na vhodn6m m6diu (cD), v desk6m jazyce.

Pozadavek na dolo2eni kopie nabidky je pouze doporudujictho charakteru; jeho nesptn6ninebude povaZovdno za dtvod k vyiazeni nabidky a vyloudeni uchazede ze zadavacihoiizeni.

14'2' Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, ktere by mohly zadavatele uv6st v omyt.

14'3' Vsechny listy nabidky vcetn6 piiloh budou i6dn6 ocisrov6ny vzestupnou 6tselnou iadoua nabidka bude zajistdna proti neopr6vn6n6 manipulaci.

14'4' uchazed pouzije poladi dokumentfr specifikovan6 v n6sledujicich bodech t6chto pokyng prozpracovdni nabidky:

14.4.1. Kryci tist nabfdky.
Na kryctm listu, kteni tvoti plllohu 6.3 t6to zadilvaci dokumentace, budou uvedenyn6sledujlci ridaje: ndzev veiejn6 zakfuzky, z6ktadni identifikainl ridaje zadavatele auchazede (vdetnd osob zmocn6nlich k dalsim jedn6nim), nabidkov6 cena v etenenipodle zaddvac[ dokumentace, datum a podpis osooy opravn6n6 jednat za uchazede.

14.4.2. Obsah nabidky.
Nabidka bude opatiena obsahem s uvedenim diser stranek u jednorivlich Oddr'(kapitol).

14.4.3. podepsani nivrh Smlouvy.
souddsti zadavacich podminek je vzor smlouvy. Uchazee pouze doplni poZadovan6chybejici udaje v6. po2adovanyich piiroh a smrouvu podepsanou osobouopr5vn6nou jednat jm6nem ti za uchazede udini soue6sti nabidky jako ndvrhsmlouvy' smlouva musi po obsahove strSnce odpovidat obsahu nabidky uchazede.Pokud smlouva nebude odpovidat ostatnim cdstem nabidky uchazede, bude tatoskutednost d0vodem pro vyiazeni

jm6nem ti za uchazede jinii osobe
souddsti n6vrhu Smlouvy pln6 moc
must blt piedloZena v origin6le nebc

14.4.4. Doklady a dokumenty k prokLzilni splndni kvalifikace.

14.4.5. Doklady poladovan6 v soutadu s g 6g odst. 3 ZVZ:



Seznam statuternich orgSn& nebo dlenil statut6rnich org6nfr, kteti v poslednich
3 letech od konce lh0ty pro pod5ni nabidek byli v pracovnEpr6vnim, funk6nlm
di obdobn6m pom6ru u zadavatele podepsanf osobou oprdvndnou jednat jm6nem
diza dodavatele:
m6-li dodavatel formu akciov6 spolednosti, seznam vlastnikrj akcii, jejichi souhrnn6
jmenovit6 hodnota piesahuje 10 o/o z1kladnlho kapit6lu, vyhotoveny ve lh0t6 pro
poddni nabidek podepsany osobou opravnenou jednatjm6nem ei za dodavatele;
prohld5eni uchazece o tom, Ze neuzavfel a neuzavie zaklzanou dohodu podle
zvlS5tniho pr6vnlho piedpisu v souvislosti se zaddvanou veiejnou zaklzkou
podepsanf osobou oprdvnEnou jednatjm6nem di za dodavatele.

Zadavatel poskytuje vzor destndho prohl6Seni dle g 68 odst. 3 AlZv ptiloze d. 4 t6to
zadivaci dokumentace.

14.4.6. Ostatni doklady a dokumenty poZadovan6 zadavatelem.

15.2

15. OSTATNirrurOnmRCe

15.1 Uchazed nemS pr6vo na n6hradu n6kladfi spojenfch s ucastl ve veiejn6 zaklzce.

Nabldky se uchaze60m nevraceji a zfrst6vaji zadavatelijako sou66st dokumentace o zaddni
velejne zakAzky.

15.3 Poddnim nabidky uchazed sfuzuje, 2e se v pln6m rozsahu sezn6mil se zadAvacl
dokumentaci vdetn6 vSech piiloh k t6to veiejn 6 zaklzce,2e je mu jejich zaddni srozumiteln6
a jasn6, pied poddnim nabidky si vyjasnil ve5kerd sporn6 ustanoveni nebo technick6
nejasnosti a s podminkami zad5ni souhlasl a respektuje je.

15.4 Poddnim nabldky uchazed sturzuje, 2e jevlzfun celfm obsahem piedtoZen6 nabidky, a to po
celou dobu b6hu zad6vaci th0ty.

15.5 Zadavatel si vyhrazuje pr6vo ov'5iit informace obsaZen6 v nabtdce u tieilch osob.

15.6 Pokud zadavatel zruli zadlvaci tizeni, nevznik6 dodavatehlm vfr6i zadavateli jakfkoliv
n6rok.

16. DODATECruE rnrOnMACE K ZADAVACITU pOOUiruXAr,A

ZaOost o dodatedn6 informace k zad6vacim podmlnk6m je moZno doruOit pisemne (e-mail, posta)
nejpozd6ji 6 pracovnich dn0 pied uplynutim lhrirty pro pod6nl nabidek, kontaktni osoba: Mgr. V6clav
Kafka, tel: +420 266 0S 2751, e-mail: kafkav@fzu.cz.

Zadavatel stanovuje, Ze pro pr5vni jistotu zad6vaciho lizenf musi bft ve5ker6 komunikace se
zadavatelem realizovAna pouze pisemnou formou (e-mail, posta). Jakikoliv jini zpOsob (napl. osobnl
jedndni, telefonicky) je vytouden.

Dodatecn6 informace k zad6vacim podmlnk6m vdetn6 piesn6ho zndni poZadavku budou odesldny
nejpozd6ji do 4 pracovnich dn& ode dne dorudenl po2adavku dodavatele dte g 49 odst. 1 AtZ.
Dodatecn6 informace k zaddvacim podminkdm vdetn6 piesn6ho zn6ni po2adavku budou uveiejn6ny



stejnfm zp0sobem, jaklm zadavatel uveiejnil textovou d6st zad6vaci dokumentace nebo kvalifikadni

dokumentaci.

r17. PROHI-iOl<n rUisrR PLNENi

prohlidka mista plneni veiejn6 zakdzky nebude vzhledem k povaze piedm6tu pln6ni velejnl zakAzky

uskutednEna.

i rs. r-xurR A Misro pRo PoDANiHnaionx t
Lh0ta pro pod6ni nabidek:

Adresa pro podSni nabidek:

Datum: 14.4.2014 Hodina: 10:00

Fyzikdlni ristav Akademie ved Cn, v. v. i,, Na Slovance

199912, 182 21 Praha 8

Misto pro osobni doru6eni nabidek: podatelna v plizemi u hlavniho vchodu do budovy Fyzik6lniho

[rstavu AV CR, v.v.i., Na Slovance 199912, 182 21 Praha 8
(vchod z ulice Pod Voddrenskou v6Zi 1)

Uchazed podS nabidku v souladu s S 69 ZVZ. Nabidku m&Ze uchazed dorudit po celou dobu lh0ty pro

pod5ninabidek vZdy v pracovnich dnech od 7:30 hodin do 15:15 hodin, na misto pro osobnidorudeni

nabidek. Nabidka musi bft dorudena v i6dn6 uzavien6 obdlce ozna6en6 nAzvem veiejn6 zak1zky,

napisem ,,NABIDKA - NEOTEVIRAT" a adresou uchazede, na niZ je moZn6 zaslat oznAmeni podle $
71 odst. 6 z6kona.

,  19. OTEVIRANIOBALEK S NABIDKAMI

Termin otevirdnl ob6lek snabldkami je stanoven na 14. 4.2014 v 10:00 hodin. Mistem otevlr6ni

ob6lek je zasedacl mistnost v sidle zadavatele, na adrese Fyzik6lnl ilstav AV e R, v.v.i., Na Slovance
199912. 182 21 Praha 8.

Piitomni budou z6stupci zadavatele, dlenov6 hodnoticf komise pro otevir6ni ob6lek a fakultativn6

z6stupce za kaZd5ho uchaze6e, kten/ pod6 nabidku (max. jedna osoba za jednoho uchazede).
Z6stupce uchazede se musi prokdrzat plnou moci opraviujici jej k 0dasti na otevir6nl obAlek za
uchaze6e, neni-li s6m osobou opr6vn6nou jednat.

i.?g.4 PAyAciLH0rA P,LATNA PRo DoDAVATELE *' ''--",..,,,,, j

Zadavatel stanovuje d6lku zad6vaci lhfrty 6 m6sicri od okamZiku skondenl lh0ty pro pod6nl nabidek.

I 21. DALS| iAsr| zADAVAci DoKUMENTACE - PRiLOHY

o Pliloha d. 1 - Smlouva (vzor)
o Piiloha d. 2 - Kvalifikadni dokumentace
. Pilloha c. 3 - Kryci list nabidky (vzor)
o Pilloha 6. 4 - eestn6 prohl6seni uchazede dle g 68 odst. 3 (vzor)
o Pliloha d. 5 - Cestn6 prohld5eni uchazece o ekonomick6 a finandni zpfrsobilosti (vzor)



V Praze dne 24.2. 2014

r piitoha d. 6 - Cestne prohl6$enf k prok6z6nl spln6ni z6kladnich kvalifikadnich piedpoklad0 (vzor)

doc. Jan Fidky, DrSc., iedltel



PR"itoufr [ L")
FyzikSlni ristav AV eR, v. v. i.

,,MultifunkEni fotoelektronov'i spektrometr s rychl'im vklSdSnim vzorkfi, kompenzaci povrchov6ho
ndboje a hloubkov'im profilovSnlm polovodiEov'ich a organick'ich materiSlfi, nanostruktur a
funkcionalizovan'fch povrchfi "

Piifoha E.2al -Technick6 specifikace Kupujiciho k piedmEtu pln6ni:

Multifunkdni fotoelektronovV spektrometr s rvch\im vklSddnim vzork&. kompenzaci povrchov6ho

nSboie a hloubkovVm profilovdnim polovodidovVch a orsanickVch materiSl0, nanostruktur a
funkcionalizova n'ich povrch0

Udel zai izeni
Udelem poiizovan6ho zafizen( je v'izkum povrchovlich vlastnosti anorganickfch a organick'ich
materidl0. ZaYizen( (spektrometr) musi dovolit provdd6ni rutinnich XPS anal'iz kovi, polovodidfi,

izolant0, polymer0 a pr5Skov'ich vzork0. Rutinni analrizou se mysli zlskdvdni informaci o kvalitativnim
a kvantitativnim zastoupeni prvkfr na povrchu studovan6ho vzorku a rovndi informace o chemick6m
stavu prvkir. XPS anal'iza musi b'it provdd6na s vysokrim energetick'im a 0hlovlim rozli5enim z ma16
plochy vzorku. Spektrometr mus( umoZnit chemick6 mapovdnf rozloZeni prvk& na povrchu
zkouman'ich ldtek. Pfi pouZit i  pi ipojen6ho iontov6ho d6la musi mit spektrometr moZnost mdienl
hloubkov'ich koncentradnich profil ir.

Piedm6tem zakflzky je zaiizeni, kter6 v souladu s 5 46 odst. 4 ZYZ zahrnuie ndsledujici soutdsti
a splfiuje technick6 podminky:

Pro buzenifotoelektronfr musi b'it spektrometr vybaven vfkonn'im monochromatick'im

AlKc zdrojem doplndn'im o pi idavnou anodu nebo o dal5inemonochromatizovan'i  zdroj.

Energetick6 rozliSeni pro XPS spektroskopii musl b'it lepSi nei 0.6 eV (mdieno na vzorku

Ag pro fotoelektronovou l ini iRe 3d?).

Intenzita Ag 3d* linie musi b'it rovna nebo vy55i neZ 100 kcps pii rozliSeni lep5im neZ 0.5

eV a pro analyzovanou plochu o pr0m6ru ) L00 prm. Pro analyzovanou plochu o pr&m6ru

S 20 pm a pro rozliSeni lep5i nei 0.6 eV poZadujeme intenzitu 2 2 kcps pro stejnou

fotoelektronovou l ini i .

Syst6m musl umoZfiovat m6ieni rozloZeni prvk0 po povrchu vzorku (chemical mapping).

Laterdrni rozl i5enf musi b,i t  lepSi neZ 15 pm.

ManipulStor s drZdkem vzorku musi umoZnit minimdlnd 3 translace (X, Y Z), rotaci a

ndklon vzorku. Jednotliv6 pohyby musi b'it iizen6 pomoci ovlddaclho softwaru.

Spektrometr musi dovolovat poditadem iizen6 mEien[ (hlov6 z6visl'ich spekter

v r ihlov6m intervalu od normdlov6 emise (0') ai po r ihel 60'.

L.

2 .

3 .

4.

5 .

6 .
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7. Uchyceni vzorku na manipuldtoru musi bft takov6, aby dovolovalo m6iit  ivzorky

prSSkovit6ho charakteru.

g. Tlak v mdiicf komoie po vyp6kdni musi b'it lepSi neZ 8x10-10 mbar.

9. Z dgvodu iddn6ho odstindni magnetick6ho pole musi b\ft komora spektrometru

vyrobena z mu-kovu.

10. pro m6ieni nevodiv'ich vzorkfi musi b'it spektrometr vybaven zaiizen(m pro kompenzaci

povrchov6ho n6boje. Tento syst6m musi b'it pln6 funkdni i pii m6ien( hloubkov'ich

koncentradn(ch profil0 pomocl odpraSovdn(. Taiheni pro kompenzaci povrchov6ho

ndboje by m6lo dovolit eliminovat povrchov'i n6boj automaticky i pomoc( rudniho

nastaveni.

tt. pro dilt6ni a m6ien( hloubkov'ich koncentradnich profilfi povrchu zkouman6ho vzorku

mus( b'it v analytick6 komoie spektrometru zdroj svazku ionizovanrich Ar klastr&.

L2. Spektrometr musi b'it vybaven zaifzenim pro rychl6 vklSdiin(vzork& bez poruSen(vakua

v analytickd komoie.

13. Spektrometr musi b'it vybaven zat(zen(m pro piesn6 nastaven( mista anal'izy na vzorku.

t4. Komora spektrometru musi brit vybavena piirubou pro piipojen( preparadni kom0rky.

15. Napojeni spektrometru na elektrickou sit musi mit odd6len6 piivody pro napdjeni

elektronick'ich zdroj0 zaji5tujicich provoz spektrometru od napdjeni pro topn6 elementy

slouiicf k vyhiivdn( aParaturY'

16. Souddsti doddvky musi b'it software pro ovl6ddni spektrometru (nad(t5ni spekter, m6ieni

hloubkov'ich profil0, mdienf 0hlov'ich spekter, chemick6 mapov6ni) a software pro

vyhodnocovdni XPS sPekter'

t 4
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Fyzikdlni tstav AV CR, v. v. i.

,,MultifunkEni fotoelektronovf spektrometr s rychlfm vkldddnim vzork0, kompenzaci povrchovdho

niboje a hloubkov'im profiloviinim polovodiEov'ich a organickrfch materidlti, nanostruktur a

fu n kcionalizova n,ich povrchfi "

Piiloha t. 2 a) - Technickd specifikace Kupujiciho k piedm6tu plnEni:

funkcionalizovanVch povrch0

tJiel zaiizeni
06elem poiizovandh o zaiizeni je vVzkum povrchovlich vlastnosti anorganickrich a organickrich

materidl0. Zaiheni (spektrometr) musi dovolit provdd6ni rutinnich XPS analriz kov0, polovodid0,

izolantfi, polymeri a prdikovrich vzorkrj. Rutinni analli 'zou se mysli ziskdvdni informacf o kvalitativnim

a kvantitativnfm zastoupenf prvkri na povrchu studovandho vzorku a rovn6Z informace o chemick6m

stavu prvkfi. XPS analfza musi bft provddEna s vysokrim energeticklim a Ihlovrim rozliSen[m z mal6

plochy vzorku. Spektrometr musi umoZnit chemick6 mapovdni rozloienI prvkfi na povrchu

zkoumanrich l5tek. pii pouiiti piipojen6ho iontov6ho d6la musi mit spektrometr moinost m6ieni

hloubkov,ich koncentradnich profil0.

piedmEtem zakdzky je zaiizeni, kterd v souladu s g 45 odst. 4 TYZ zahrnuie ndsledujici souidsti

a spliuje technick6 podminkY:

V'irobek: Axis SUPRA, v'irobce KRATOS ANALYTICAL LTD., Velkd Britdnie

1. Pro buzeni fotoelektron& musi brit spektrometr vybaven vrikonn'im monochromatickfm

AlKcr zdrojem doplnEn' im o pi idavnou anodu nebo o dal5i  nemonochromatizovanf zdroj .

pln6ni: ANO, v nabidce je obsaien automatickf RTG zdroj s dudlni anodou Al/Ag

(poloika WX-631)

PR,2 aup,

z . Energetick6 rozli3eni pro XPS spektroskopii musi b'it lepii neZ 0'5

Ag pro fotoelektronovou linii eg :d?)'

Pln6ni: ANO, zaruiovan6 rozliSeni Ag 3d* resolution je < 0'45

obr6zek s ukdzkou spekfia.

eV (mdieno na vzorku

eV. Dii le ie obsaien

3. Intenzita Ag 3d* linie musi b,it rovna nebo vy55i neZ 100 kcps pii rozliSeni lepiim neZ 0.6

eV a pro analyzovanou plochu o pr0m6ru > 100 pm. Pro analyzovanou plochu o pr0mEru

( 20 Um a pro rozliieni lepii nei 0.5 eV poZadujeme intenzitu 2 2 kcps pro stejnou

fotoelektronovou l in i i .
plnEni: ANO, intenzita pro velkou plochu (300 x 700 pml je zaruiena a ptekraiuje

hodnotu 2,000,000 CPS pii rozliseni lepiim nei 0.60 eV

pro anahizu plochy 20 pm je zaruiov6na hodnota 1.4,000 CPS pii rozliSeni lepSim nei

0.50 eV

13
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standardni specifikace ptistroje je uvedena niie, vezmEte v fvahu tak€ graf vrikonnosti
uvedenri dile.

systdm musi umoifiovat m6ieni rozloieni prvkri po povrchu vzorku (chemical mapping).Laterdrnf rozliieni musf brit lepii nei i.5 pm.
Plndni: ANo, Laterdlni rozliSeni v xPS reiimu je 1 pm. Doloieni je uvedeno obrdzkem vzdvEru tdto Eisti.

Manipuldtor s dridkem vzorku musf umoznit minimdrn6 3 transrace (x, y, z), rotaci andklon vzorku. Jednotliv6 pohyby musf bft iizen6 pomociovliidacfho softwaru.
Plndnf: ANo, souiiisti nabfdky je automatickf storek s motorizaci v s osdch (x, v z, R, T)(wx-651).

Spektrometr musi dovolovat poditatem ihen6 mdieni rihlovd zdvislfch spekterv rihlovdm intervalu od normdlov6 emise (0") ai po dhel 50".
Pf n6ni: ANO, stolek pro ARXpS +/- 9O".

Uchyceni vzorku na manipur;ltoru musi byt takov6, aby dovorovaro m6iit i vzorkyprdikovit6ho cha ra kteru.
Pln€ni:  ANO

Tlak v mEiici komoie po vypekdni musi bft lepii nei 8xt 0.1o mbar,
Pln6ni: ANo, zaruiovani hodnota traku v anatytick6 komoie je 6.7 x10-10 mbar

Z drivodu iiidn6ho odstfn6ni magnetick6ho pore musi bft komora spektrometru
vyrobena z mu-kovu.
Pln6ni: ANO, anarytickS komora je vyrobena z MU-kovu o trouSt'ce 5 mm.

Pro mdieni nevodivfch vzork0 musi brit spektrometr vybaven zafizen(m pro kompenzacipovrchovdho ndboje. Tento systdm musi bft plnd funkdni i pii mEieni hloubkovfch
koncentradnich profilri pomoci odpraSovdni. zaiizeni pro kompenzaci povrchoveho
ndboje by mdlo dovolit eliminovat povrchovri ndboj automaticky i pomocf rudnfhonastaveni.

PfnEni: ANo, automatickri neutrarizdtor povrchov€ho n6boje, vyuiivaiicijen erektrony,je funkini bEhem hroubkovdho profiroviinf odpraiovdnim, a umoiiuje jak
automatickd, tak manudlni nastaveni.

Pro di5t6nf a mdieni hloubkovfch koncentradnich profir0 povrchu zkouman6ho vzorkumusf bft v analytickd komoie spektrometr u zdrojsvazku ionizovanlich Ar krastrri.
PlnEni: ANO.

7.

8.

10.

Rozli5eni
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12. Spektrometr musi b,ft vybaven zaifzenfm pro rychld vklddiini vzorkfl bez poruieni vakua

v analytickd komoie,

Pln6ni: AllO, komflrka pro rychld ukld'diini vzorkfi typu Flexi-tock (poloika WX-6201 jE

obsaiena. FlexiJock umaifruie autamatickli transfer vzorkfi al do analytickd komnry a

ts bez poruieni vakua.

13. Spektrometr musi btit vybaven eaiizenim pro piesnd nastaveni mfsta anahizy na vzorku'

Pln€ni: ANO. spektrornetr Axi* SUFRA obsahuje kemeru pro sledoudn( podloiek se

worky s maltim zvEt$enim, vestav6npu ve flexi-locku {poloika WX-627}. Tato kamera

identifikuie veorky upevn€nd na podloikiich. Del$i pozorov*nf vzorku v analytickE

kornote zajiSduje optickf rnikrorkop s vysok'fm rvEt3enfm a s motorizovan'im optirkfm

eoomem {Pcloilta WX-626). Tyto kamery se mohou pouiit pro uriani analytick€ Bolohy.

Navic je pak Axis SUPRA opatien reiirnem paralelnfho rohrazovdnf XFS s laterilnim

rozliienlrn 1 pm prc nastaveni povrchovfch ehemickfch struktur, kter€ rnohou b'it

sptitky prtlhledn€ Ei neviditeln6.

14, Komora spektrometru musi blit vybavena piirubou pro pfipojenf preparaini kom*rky.

Pln6ni; ANO, Ffiruba G na obriirku dole.

Analytickii komora

Analytickd komora je vyrobena z MU-kovu.

Prfrrndr komory 267 rnm (10.5") Celkovri podet piirub: 23 Prrfrhledovii okdnka : 15

'.pi;A:' Plfrubr 
'' , 'iti#tnli,ttret ,tilet

DNl6OCF 90 Transferov6 ioika

n DN63CF 20 Prfihledov€ ok€nko

DN63CF 5 t FIG nebo iontov6 dElo

D Dfq160cF N/A Port pro ierpdni

E DNlOOCF 0 Piipoieni Flexi- locku

I DNlOOCF N/A Maenetickd dofka

G DNlOOCF 0 Piipojeni komory anaiyzdtor0 povrchu

t5



15' Napoieni spekffometni na elektrickou sit musf nrit odd,Ftend pifvody pro napd.ieni
elektronlckfch zdrejri zaii5tuiiiich provoa spektrrornetru od napiijenf pro topnd elementy
slouiicf k vyhfiv:ini aparatury.
Pln$ni; ANO

15' souEiisti doddvky musf b'if software pro ovlddiini spektromerru (naiitdni spekter, mdieni
hloubkcvfch profirfi, rn6Feni rihrovveh spektee chemickd mapovdni) a software pro
vyhodnocov$n f XpS spekter.
Pfndnf: AND, nowi datavf systEnr ESCApe {poroika Bs-600} pcdporuie vEechny
potFeby ovlddiinf pfistroje, vEetnE snimtni spekter, hloubkevd,ho profifovdni, ARXpS se
sw MEM , chernickd mapondni; paralefni zobraroviini a softrarare pro rpracov6nf dat.

f#'
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Fyzikflnf ristav AV frR, v' v' i.

.Multifr"rnkini fotoelektronovf spektrometr s rychlfm vkkiddnim veork&, kornpenzacf povrchov€ho

ndboje a hloubkovfm profilovdnim polovodiiovfth a organickich materiEl0, nanostruktur a

funkcionalizava n$ch povrthff "

piilsha i. Z bl * Nabidka Prodrivajiciho v ro$ahu t6sti, kterii technieky popisuje Pilstroi, vtetn'E

Wfiidienik hodnotiqim kritdrifm B. - D.

naultifiLnFini folsqlel{tronoW.$pF.l$,Irornetr: s ry"Fhl$m vkldd{nirn vzork&, kompqqzaci povichoveho

n*boie a liloubkov'im profilgviinfm Iolpvoditsv,,ish a orsanickiich r,nateridlfi. nanostruktur a

fu n ksionalieova ntqh povrch &

Iechnic*ri spacifikfrce f, roz*sh dod6vky fwnovf'razpis)

tvr Axis 5,ppf* * vttfa&ce tff;Al0$Anatgtical

t l
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Fol. Reference

1 Mt.500

3 WX;600

3 \fi/X-602

4 WX-604

5 WX-606

6 WX-611

7 WX-610

I WX-621

I WX-6e3

10 wx-622

1:, WX-6?6

L2 lArX-627

Lg wx-531

14 WX-63s

15 WX-643

16 tr5.6008SC

17 WX-6tr2

18 WX-541

19 WX-520

20 wx-537

Popis

Axis Supra * zdlcladni pilstro.i

Hernisf e rickri a*a lyrdto r se sf€ ri ckrf m rrcad lem

Apertura vybrand oblasti pro transferovou foiku

Pohsn clony uybrand oblasti pro transferovou foiku

Motorizace vstupni StErbiny analyrdtoru

Automatlchi stolek pro 5 os

Flexi-lsck

(Kornora pro ukliiddni vzcrkfi a zisobnik pro uloienivaor.k&!

ferpaci sestava pro Flexi-lock {vstupni komoru vkkidrini vzorkfi}

derpaci sestava pro analpicksu kornoru

derpaci v'iuEva tvprr scroll pro analytickou komoru

Gptickf mikroksop pro an*lytickiru komoru

Kamera pro vzorkovou podloiku ve Flexi{ocku

Automaticki RTG rnonoch romdtor

Automatick'f duilnf anodovri RTG zdroje tnUAC)

Mu ltimoddlni iontcvf zdroj monoatomdrniha Ar+

a aglomerdtf, Ar*

Ape datouf systdm

fiisluienstvf pro ohFev a chlareni analytickd leomsry

{-100'C ai +1$S0"Cf

PC softwere prc ovtddfni piistu$enrtvi pro Ehfev a chlaaeni

Chladid vody a cirkulftor

Vodnitlakov6 posilujicf ierpadlo ts$ Hrl

Bez DPH

Dodaci podminky DAP Fraha {INCOTERMS e010},

vdetn€ dopravg instalace a ra$kolenf

DPH 21% Ki 3 353 700,-

Celkovii cena, vietn€ DPH KE 19 323 700.-

r8
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Cenv b€inE oouiivan€ho spptiebniho matqridlu {bez DPHI

Al monochromatick,i zdroi (WX-634) Odhadcvand iivotnost
BC6?21AA Sestava anody 2 raky Kt L42 000,-

DE9880AA Sestava vldkna L rok Kd 34 500,'*

AIIAg rdroi {w}G635)
BF301.9AA Sestava anodyAl/Ag mono 2 roky
DC9880AA Sestava bifihirnfho vldkna 2 rokv

SpotFebni mate ria I pro an a lyrdtar/detektor
DF2380AA Vl*kno neutralizdtoru ntboje2 roky
CE5596AB Sada desky kandlu 3 rokY

* sbsaieno v sadE n;ihradnfch dil0

Ke 148 300,-
KE 34 600,-*

Kt 21300,-*
Ke 117 000,-

CenVSp.pjti"R bn ihq.mfl$priii lu p ro iontov'i :C |9i { b ez QP H I

Poloiky dodand v rdmci sady spotiebnich ditri zdvisf na lontcvrfm zdroji, objednandm se

zlkladnim piistrojem:

Multimsdiilni iontowf zdroj monoatsmiirniho Ar+ a aglcmerfttl Ar+ {WtC643}
CEg4ggAA5estava vldkna 1 rok Ke 37 500.-+

EE9555AA Sestava trysky 2 roky KE 6900,-

* obsaieno v sad€ ndhradnfch dil0

Prosirne o poviimnutf, ie odhadovan6 iivotnosti spotiebniho materidlu jsou uveden€ pro orientaci,
skute[nd iivotnost instalavanfch dili na konkrdtnim piistroji zivisf na mnoistvi parametr0, jako je

typickf druh provozu, rSrovefi vakua atd. Vrfrobce Kratos nemtiie akceptavat jakoukoliv reklamaci
spotfebnich dil0 dfi!€jgi, nei by byla zprisobena vadnfm dilem v rimci standardni zdruky.

1p
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Mr-600 .{EDNOTKA ZAKTAON fuNO Pft fsTROJ E

Piistroj Axis Supra je vysoce ridinnrf elektroncvri
moderniho fotoelekffonovdho (XpS) spektrornetru s
pomocf AEg SAM, UPS, ISS doplfik0.

spektromefr sdruiujici funkdnost
moinosti multianalyticke techniky

Zdkladnf piistroj ref. Ml-600 rvoii:

Hlavni s€staua piistroje sfoiend z nosndho podstavce s vibradn,F iaolovanou zdkladnou
vakusvdho systdmu a krytern primdrnich a sekunddrnich vfvdv. pfistroj take obsahuje
scftwarovd ovlidand vstupy pro plyny a chladici vodu.

PrnEl elektroniky knnstruovanri pro urnist6ni elektroniky piistroje a napdjeci zdroje,
Tento panel slouii souiasnd jako pracovni stanice obsluhv"

I'JflV vzorkovi analytickd komcra {SAcl - je komorou a MU kovu s velkfm poitem
vstup0 {portfr} ' Kornora sfouii pro montdf $irok6ho mnoistvf piisluienstvi,pro studium
povrchu vzorku, jako je XpS? AES a UpS souiasnd,

M6ieni vakua * je v sAC komoie zajiitEno pomoci iontovd mdrky.

Automatickf vakuovf systim se zcela automatick,irn provozem pomoci ESCApe
datovdho systdmu.

Vestav€rid vypdkdni je zkonstruovi*no tak jednoduie, jak je moind. Topnd elementy a
bezpefnostni propojerri jsou vestav€nd a vlechny kabely a pFfslulenstvi jsou vhodnd pro
vyp€kdni. Sy.sdm je vypek:in na prtim6rnd 150"C a proces vypdk:ini je softwarovd ovlddrin
pomocf €SCApe.

WX-600 Hemisferickf analyzdtor se sfdrickfrn rrcadlem

Energiov'i analyzdtor je srdcem syst6mu a je tvoien z tubusu elektromagnetickd
viceprvkov€ pienosovd dodky pro efektrony, s v+stavEnfm koaxidlnfm systdmem pro
neutralizaci nabijeni a diile hemisferickfm sektorov'fm analyzdtorem se sfdrickym
zrcadlem a DLD (delay line detector) detekinim systdmern pro naiitdnf elektrontl.

Podrobnf popis tdtc sestavy je nisledujici:

Viteprvkovd elektrcstatickii pienosovii toika - roto iodkovd pole je urieno pro vysokou
prtichodnost a optimilni parametry pFi rfizn'ich analytickfch podminkdch. Ma16
analyzovand' oblasti jsou de inovdny pomoci in-lens apertury a prvkri clony, kter€
vytvdieji virtudlnf sondu na povrchu vzorku s definovanou kruhovou analyzovanou
plochou. todkorni system obsahuje elektrostatickli rastrovaci system pro piesn€
po$ohoviinf virtueilnf sondy bee nutnosti posunu vzorku.

MagnetickS imerzni ioEka - je umist6na piimo pod pienosovou {transfer) iodkou a je
koaxidlni s elektrostatickou pienosovou dodkou. Vzorek je vnoien do magnetickdho pole,
vytvdfeneho polovfm nds,tavcem se zuf$enou ridinnosti zachyceni fotoelektroni.

?{}



wx-602

wx-604

Vestav€n'f neutralizttor n;iboje - je tvoien nirkoenergetickim zdrojem elektroni,
mnntovanli'm pod pienosovou doikou, Tento system vytvdFf zdroj nizkoenergetick'feh
elektronrS, ridinnd tak neutralizuje nabijenivzorku zp0sobenrich fotoemisnim procesern a
tff pro iinokri okruh elektricky izolujicich vzorkri.

llemisfdrickf analyrdtor s hernisfdrickfm zrcadlem je sloien z energiovdhc analyzaitoru
se 180o dvojitrim zaastienim a stfednim polorn6rem 165 mm, ktertf je koncentricky
vestav6n k patentovandmu analyzdtoru se sfdrickVm zrcadlern. Oba analyziitory pracuji v
reiirnu pevn€ nastavendho analytickdhc pfenosu {Fixed Analytical Transmission = FAT)
pro XPS snimdni na iadE piednastaven'fch energif prtichodu" Reiim pevn€ho pomdru

apoid€ni iFRR= Fixed Retard Ratio) je k dispozici v rdmci dopl*kov6 sady pro Augerovu
spektorskopii. Folarita hemisfdrickdho analye;itoru mSie bft zmdnEna pro pouiiti

spektroskopie iontovdho rozptylu (lSS = ion scaterring spectrescopy).

Detektrri systern DLD (Delay Linc Detection| se pouifvd pro spektroskopii i pra

zabrazovdnf vzorku. Syst*m se skliSdi ze sestavy 3 multikaniilov'ich desek {MCP) pro

zvriSeni zisku sestavy a z 2-D zpoidovaciho vinuti. Zpoidbvaci DLD detektor registruje
dopad elektronti z MCP systdmu. signdl je pak digitdlnr6 rozdElen a 1ZB datouich
kan;ilfi je urtena pro snim:inf spektra, V paralelnfm zobrazovacim reiimu pak detektor
zaji5duje obrazovd roafi5eni 256 x ?56 pixelir pii piimdm naiitdni eletronovfch pulzit ..

Systdm rnd 3 reiimy provoeu: rastrovaci spektroskopickf relim, paratelni zobrazovaci
reiim, a spektroskopickd snfmdni bez rastroviini v reiimu fotografie (snapshot).

Apertura vyhrand nblasti pro transferovou fof;ku

Spektroskoie z vybranr4 ptochy je dosahovdna vkfiddnfm destiiky apertury do tubusu
elektrostaticke dodky. Destiika apertury obsahuje tadu piesn*ich apertur jak pro
spektroskopii velkd plochy, vyb'rand ma[6 plochv, tak pro zobrazovacf reiimy.
Pohon apertury je pouifviin v souiinnosti s pohonem clony {iris WX-604}
pro v'ib€r uriitd analyzovand plochy.

Pohon clony wbrand oblasti pro transfercvou ioiku

Spojit6 nastavitelnf mechanizrnus clony je ovliiddn z datov6ho systdmu
( softwarovd) pro ovtiiddni dhlu dopadu na systern ioiek. Pouiivd se v soufinnosti s
poloikou WX-602 pro v'ibdr uriitri analyzovan€ oblasti,

WX-605 Motorizace vstupni StErbiny anafyzdtoru

Vstupn[;tE.b;na analyzdtoru je ovlSddna porncci datovdho systdmu { softwarovd) pro

vlib€ r zobrazovaciho, nebo spektroskopickeho reiim u.

WX-611 Automatickri stolek pro 5 os

Autannatickf pFesnf manipulator X,YZ,O,O ie urien pro posun podlolky se vzorky. Fohyb
v os;ich je motorickri pomocisoftwarov$ ovlddanrich krokovfch rnotorfr takto:.

! 1 .
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Rozsahy pohybu vzorku :
Osa X
Osa Y
Osa Z
Ndklo* 0
Rotace

L50mm
t 15mm
- L 2 m m a i + 6 r n m
+ 90"
+ L80"

Manipufuitor vzork{l obsahuje trvale standardni referendnl materidfy {Au, Ag a Cu) pro
spekffoskopickou kalihr,aci a takd Au miiiku pro kalibraci zobrazovaini.
Autsrnatickti stolek je kompatibilni s voNiteln'fmi cptions, jako piisluienstvi pro ohiev a
ehlazeni (WX-61"2) pro i*-situ experiment s ohtevem a chlazenim.

Podloiky se vzorky jsou vkliidiiny na automatickii stolek v automatickdm poiadf a
vymdfrovdny automaticky ze zdsobnfku podloiek se vzorky { WX-620}.

K dispozicijsou 2 typy podloiek pro v;orky.

Standardni podloiky 90 x 32 mm se doddvaji piistrojem, Plocha pro urnist6ni vzorkri je
75 x 32 mm s poitern svorek. ti lroubovrfch spojfi pro usnadndnf montdie vuork&. Vzorky
mohou brit ai j.9 mm siln6.

K dispo:ici je i rota6ni podloika, primdrnE vhodnd pro experiment s hloubkovrim
profiloviinim.

Flexi-lock {Komora pro vklcdiini vzorkti a rdsobnik Bro ulolenf vaarkfi}

Komora pro vktriddnf veorkii, oznaiovanii Flexi-lock, je vyrobena e nergzoy€ oceli s
vellctim vstupnlm otvorer]n, opatfenim dviiky s utdsn4nfm. Umoifruje piistup k zdsobniku
se vzorky' Komora je f;erpdna sestavou WX.621" a je proplachovdna suchym dusikem pii
vkldddni vzorkrj. tvakuadni/[erpaci cykly jsou pln€ poiitaiov€ ovliid;iny pomoci syst6mu
ESCApe s tlakem miienfm automatickou vakuovou mdrkou. Do zdsobniku lze vloiit ai 3
podloiky se vaorky. Po dosaieni sprdvne hodnoty tfaku v komoie pro vkldddnivzork0 lze
podtoiky se vzorky automaticky piesunout do analyticke komory (SACI.
Flexi-lock urnoifiuje montdi ortogondlni kamery pro sledovdnf podloiek se vzorky (WX-
6271 a md n6kolik voln'ich pffrub pro montl'ii pFislu$enstvi, jako je ohiev a chlazeni
vzorku, ionto?{i d€lo se iirakou stopou pro diStdni vzorku, a transportrti zaiizeni vzorku v
inertnim prostfedi.

eerpaci sestalr€ pro Flexi-lock {vstupni }romoru vhldddnivrorkfr}

Flexi'locNc je €erpdn turbomolekuliirnf vriv6vou 240 t/s s primiirnf bezolejovou vriu€vou
typu scrotl" Tato ierpaci sestava dovoluje rychl€ cykly €erpiini typicky 15 min. pii vkldddni
standardnich vzork&.

derpacl s€stava pro analytickou komoru

Tato sestava obsahuje turbomolekuldrni vfvEvu s rychlosti ierpdni 400 l/s pro dusik
(TMP). Tato hybridni vfv6va md 2 typy foiisek uloieni rotoru, keramickd dolni loiisko a
magnetickd horni loiisko, a d;ile vylepienou konstrukci rotoru s novym stupndm s

Jsou

WX.6?O

WX-6:1

wx-623
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WX-52e Primiirni ufv6va typu scroll pro analsickou komcru

Tato poloika je primtrni v,iv€vou bezolejovdho typu pro turbomolekuliirni uivdvu. Je to

vlivdva Edwards nXDS6i s ierpaci rychlosti 5 m#h. Vfvdva md nejnovEjii konstrukinf

t6snfci prvky, vestav6nf inverznf pohon a mii snadnou ddribu'

molekuldrnirn un6$enim, dosahujicim tak zlepleni rychlosti ierpinf a kornpresniho

pom6ru a tak6 moinost standardni ridriby pifmo uiivatelem'

Turbomolekuldrni v,iv6va je zdlohovdna bezolejovou v'iv6vou typu scroll a systdm takd

ohsahuje titanovou sublimadnirnivEvu {TSP} pro dosaieni parametrfi meeniho vakua.

Optickf systdm analytickd komcrY

Vysoce kvalitni barevnri rnikroskopickf system v analYtickd komofe je urien pro

pozorovdnf veorku a vfbfir analytick€ polohy, Syst€m je opatien rnotorizovanrim zoomern

se zv€t$enim ai 12 x, ovlddanfm pomoci datovdho systimu ESCApe i softwarovE) a tim

je usnadn6n provoz s ddlkovou obsluhou. Velkf rozsah optick6ho zoomu aaji!{uje

glob;{lni polohovdni vrorku na podloice, stejne jako vysoce piesnd obraty vhodne pro

d ef in ovd n i a na lytickd polohy p ii navaauj icfch an alrirdch ma l,f ch sblastf -

Osv$tteni vzorku je aajilt$no LED zdrojem, umist*n\irfl mimo vakuum, a ovlSdan';im

pornoci akvoziinfho software .

Mikroskop pro Flexi:tock {vstripni komoru vklddrini vaorkfi}

Tento ortogondln€ instalovan,i milcrnskop poskytuje celkov'i pohled na kaiduu padloiku

se vzorkem , takie vrorky mohou bft prohlfieny, orna$eny a piedprogramovdny pro

anal,izu. Obrazy jsou autornaticky zaznamendny bdhem vklilddni podloiek do analytickd

komory.

Autsmatitkf nTG lrionsrhrsrndtor

palohovdnf RTG zr:cadla je pfn,F ovlddSno pornoci 3 neziivisltich krokov'ich motori

pomocf datov6ho systdmu ESCApe) .Tim je zaji$tdna automatickd trptimaliaac€ a

katibrace toroidni plochv a je zajiSt€no sladEni plochy ozdiend RTG svazkern s

analyzovanou plochou"
foroidni plocha {backplane} je pro spslehlive dodrieni parametrfr a ochranu piistroje pii

vypdkdni vodu chlarena.

Automatick\l RTG zdrgj s du6lni anodou {AIlACl

TentoRTGrdro j jeur : ienprov l rza iovdn i jakmonochromat ick6hoAgLaaAlKaz i i ien is
energiemi 2984,2 eV nebo 1486,7 eV, B6hem pFepnuti mezi hudictmi zdruji se ancda

automatieky pohybuje laterSln6 , takie fixni svazek elektron0 dopadS na odpovfdajki

materidl t*reim. K udrleni sprdvnd geomettie Rowlandovy kr:uinice je RTG zrcadlo

automaticky soufasnE posunuto do sprdvnd polohy , aby byl dodrien difrakini rihel E

wx-626

UJX-6?7

wx-631

wx-635



soudasnA zajistEno zaostteni RTG svazku na analytickou polohu pomoci mctorieovand
sestaw zrcadla monochromdtoru wx-631. Fotony Ag [a jsou monochrornatiaovdny
druhfm iiidem difrakce z kiernenneho krystalu , uyi;i energif fotonfi Ag Lc, zgg4,? eV atim je umoln6no zvilend buzeni *rovni jader ai na tuto vazebnf energii.

v$echny specifikace monschromatickdho Al Ks zristdvaji nezmdnEny, jak je uvedeno vdokurnetu se specifikacemi piistroje diile.

Monochromatickf Al RTG zdroj je plnd ovlidin pomoci datovdho systimu ESCApe tsoftwarovd) s uvedenim provo:nich podm{nek , chlazenf RTG anody je pomoci
uzavien€ho okruhu deisnizsvan€ vody, kterri je monitorovdn a automaticky regulovdn vpiipad6 netasnosti' Bezpelnostni prvky jsou pouiMny pro ochranu RTG zdroje jak propiipad poklesu pr:0toku chladici vody, tak pro vfpadek vakua.

Maximiirni provorni E;kon dudrnfho anodov€ho zdroje je 600 w {1s kv, 40mA}.

WX-835 obsahuje:
- Du;ilni anodoni monochromatickf zdrcj RTG ( AI a Ag)- PC ovlddanri automatickri pnlohcvaci system anody
* prcpojovaci kabely a okruh ch$adicivodv

wx'643 Dudlni iontovrf rdroj mcnoatomairnihs Ar* a ,Ar*agrcmeriitri iontfi

Tento multirnoddrni iontovri zdroj poskytu.ie moinost generovat verkd agromer;ity prynu,napi. .Arn* s n= 250 ai 2000 s energiemi svazku ai do z0 kev, stejnd tak generovat
monoatomarni ionty Ar" s energiemi svazku od 500 ev do g kev. Kombinacf tachtoprovoznich podminek lze odprasovat Sirokou Skdlu materii*lfr nebo provddet hlouhkov€profilovdnf' Monoatorndrni retim se pauiivd pro tenkd kovovd vrstvy, malf aglomerdty svysokfmi energiemi svazku se pak pouifvaif pro oxidy kov8 a velk6 aglomerdty se stiedni{rovnf urychlovacich nap6tijsou urdeny pro iirok,i okruh organick,ich materiii l0.
Arn aglomerdty jsou vytvdieny supersonickou adiabatickou expanzi plynu v podmfnkdch
stiednich drovni vakua. Aglomerity jsou vzorkovdny pomocf adiabatick6 expanzni tryskymezi dv€ma diferencidrn& [erpanfmi kornorami tak, aby se dos;ihra vysokovakuov€frovn€ lo*izadnlho zdroje s erektronovfm dopadem, Agromerdty iontri jsou pakextrahovdny a zaostiovdny pomocf wienova hmnotov?ho firtru, urEendho proodstraneni lehkych aglomerdt0 iontti a hrubf v,ib6r nejvdtsf velikosti aglomerdtri.Niisledujicf iontovd pdsmovd propust v zaostrovandm svazku odstranuje neutr6lnf diisticea svaeek je pak :aostien na minimdlni velikost stopy 508 gm na vzorku. Rastrovacidestifky pak umoifiujI rastrsviinf povrchu vzorku k vytvoienf hfoubkovdho profilu

Manudlnf hradlov'i ventil odddh.rje oblast zdroje od spodni €dsti iontovdho d€la a htavniidsti piistroje pro pohodlncu servisni 0dribu. Pro mirnimalizaci servisnich ziisah& jsou
rovndi instalovdna dv$ vldkna' Diferenciiilnl ierpiini iontov6ho deta zajii{ujf dv6autamaticky provozovand turbornolekulirni v,iv6vy a turbomolekuldrni vrivdva flexi-locku' Lze piednastavit velky rozsah provoznich podmlnek a tak vyuift schop*osti tohotozdroje a pFizp0sobit provo:ni podminky konkrdtnfrnu materidru v.orlcu..

lontovd'd€lo je plnd ovldddno pomoci datovdho systdmu ESCApe {softwarov6). piepnutf
meei reiimem monoatom6rnfho iontri Ar a reiimem agreg;itfi Ar iontg se proviidijednoduSe pomoci datovdho systdmu. V reiimu rnonoatomdrnfch iontti Ar udriujepieeoelektrick'l ventir trak prynu na optimdlni piednastavenei drovni, rontovli zdroj mriie
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take poskytovat ionty He' pro iontovou rczptylovou spektrometrii ( 155), pokud je toto
piistuienstvi instalovii no na p iistroji.

Reiim UrychIovaci
napdtf kV

Vefikost stopy
pm

Proud
vz+rkem
nA

Rychlost leptdni
nm/min

Monoatomdrni
Ar t {50CI 300 4 (Ta:Osr

Reiim stiedn€ velkfch aglomenitft
Afzso 20 <500 >10 10 (Taz0sr

Velkd aslomerdtv
Arcno 5 <500 >8 5 {PLGA)
A,r.- 1.0 <500 >15 2s (PLGA)
Ar.^n 20 <500 >10 100 {PLGA)
Ar:nnn 10 <500 >10 2s (PLCAI

€s€Ape DATovf sYsT€M

Software ESCAPe pro snimdni dat a jejich zpracoviini je instalovdn na PC stanici s

operain[m systd,mern \A/indows 7. PC mii ndsledujici minimdln[ specifikace,

r M5 Windows€ 7 ProfessionalOS
. HP Workstation 2210 Minitower PC
r Intel Co;s'* i3-2120 procesor {nebo ekvivalent}
r  4Gb RAM
. DVD mechanika
r 500 Gb pevn'i disk
: 2 x24" TFT plochf Sirok'f monitor
. Tisk,iirna desk-jet s vysokrlm rozllSenim

WX-612 PFisluienstvi pro ohFev a chlaeenf analytickd komory
(-100"C ai +800"C)

Toto piislu$enstvi ohiivd a chladi rn-sifu vzorky montovand na specidlnich podloikiich s
dpravou pro ohFev a chlazeni ( je v rorsahu nabidky doddno) v analytickd komoie SAC.
Vzorky jsou ohiivdny insta{ovan,im odporov'im prvkem, spojenfm s tepelnE izolovanou

oblasti vzorkovd podlolky. Chlazeni stejnd oblasti je zajiitEno pomoci kapalneho dusiku,
doplfiovan6ho ze vzddlend nddobky. Teplota podloiek je monitorovdna pomoci

termodldnku s piimfrn kontaktem s tepelnE izolovanou oblasti.

Teplota piistroje je regulovdna PID kontrolerem s doplfrkcv* volitelntim roahranfm pro

piipo,ienf k PC { WX-541} Garantovan'f teBlotni rozsah je pro ohiev a chlazeni v rozmezi -

100"C ai + 800"C .Teplota mfi;e bit zv'i5ena ai na +1000"C na kr*tkd periody pro rychld
bleskovd teplotni zahiiiti vzorku. Vzorkovou podloiku pro ohiev a chlazeni lze pouiit tak€
ve ffexi-locku { kornoie pro vkldddni vzork0} pokud je soutasntE objedndno piisluSenstvi

wx-661".

Dodiivka systdm u obsahuje;
- podloiku pro ohiev a chlazeni vzorkrS s vestav€nri m topn'irn prvkem a
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termodliinkern
- modifikovanri nosit vzorkri obsahujfci nddobku pro kapaln'i dusfk
- PID kontroler
- Kabeldi, propojovaci vedeni a Dewarovu nddobu pro kapalnf dusik

WX-54X PC software pro ovldd{ni piisluienstvf pro ohiev a chlazenf

Tato poloika obsahuje komunikadnf kabel a nezbytn'i software pro PC ovlddiinf r0zndho
piisluienstvi pro ohiev a chlazeni, kterd jsou k dispeeici u pFistrojri iady Axis, Jeden kabel
m0!e ovlddat vice druhri piisluienstvl .

WX.s?O VOBNf CHIADId A RECIfiKULATOR

Tat+ iednotka poskytuje chladlci vodu pro pouiitf se spektrometrem. Chladif poskytuje
chtadicf vcdu pro cel'i pffstroj AXIS Supra, vEetn€ frTG monochrom;itoru, magnetickri
do6kv a vodqs chlaaen,fch turbomolelculdrnich vrfv€u

Okruh vody hlavniho pFfstroje je opatten deioniladnim systernem pro udrieni nfzk6
vodivosti chladici vody. Beepednostni ventily ve,vedeni vody earu€uji prevenci poikozeni
pFistroje.

wx-s37 pcsttovAci iExrnpts voDy {50t{rl

Tato poloika je nutnd v pfipadd plipojeni monochromarickdho zdroje k pfistroji AXts
Supra- ierpadlo zvy,sr.rje prtitok chladicf vody Al anodou b€hem generov;ini RTG zdteni,

Cenovd kalkulace:

Celkovd €ena sestavy Axis Supra,
uveden* vli$e je bez DPtt {DAP Fraha, |NCOTERMS2O1O}:

DPH 21%

15 970 000,- l{i

3 353 7OO,- KE

Celkovd cena, vEetnE OFtl 19 323 700,- Ki
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lfi/x-661

Cena:

Piisluienstvi prn ohiev a chlazenf flexi-focku {vstupnf komory vkldddni vzork0 -1t}0"C ai

+8U0"gl

Toto piislu$enstvi ohflvd a chladi vzorky montovand na vhodnrich podloikiich ve flexi'

locku (komoie pro vklddiini vzork&). Systdm obsahuje linedrnf pohon s elektrickrim
pFipojenim a nddobku na kapalnrl dusik k ohievu a chlazenf podloiky pro vzorky, Tato

specidlnf podloika se pak mriie pouift, po{cud je vloZena v zdsobniku vzork0 ve flexi-

locku.

Teplota piistroje je regulov;ina PID kcntrolerem s doplfikovd volitelnrim rozhranim pro

piipojenf k PC ( WX-543). Garantovan'i teplotni r*zsah je pro ohiev a chlazenf v roameli
- 100'C ai + 800"C "-lbplota mfiie b'it zvf$ena ai na *1000.C na krdtkd periody pro rychld

bleskovd teplotnf zahidti veorku- Vzorkovou podtoiku pro ohiev a chlazeni lze pouiit take

ve flexi-locku (komoie pro vkliiddni vzorkrS) pokud ie souiasnE objedniino piisluEenstvi

wx-661.

Doddvka syst6mu obsahujer
- Lineirni pohon v6etn€ nddobky na kapalnri dusik a neebytn6 elektrickd pifpo.iky

ke specidlni podloiee podloiku pro ohiev a chlazenivzorkti
- PID kontroler
- l(abeldi, propojovaci vedani a Dewarovu nddobu pro kapalnli dusik

Pozn; Teto sestava neobsahuje speciillni podlotky pro ohiev a chlazeni veork$, kterd je

nutno objednat odddlen6. Alternativn€ jsou kompatibilnf specidlni podloiky pro vzorky

doddvanri pro ohiev a chrlazeni pro analytickou komoru ( WX-612)'

416 000,- Kt ber DPH

WX-630 Achrornatickf RTG zdr:oj s duiilni anodou (nl/rug)

Tento achromatickf zdroj s duiilni anodou poskytuje doplfikovSi zdroj RTG zdieni pro

generovdnIfotoelektronoudho spektra- Teriik anody mii dva separovanr! opaind povrchy

pokrytd Mg a Al pro generaci Mg Ka RTG foton& pii 1253,6 eV a Al Ks RTG fotony pfi

1485,7 eV. Maxim:ilni RTG v,ikcn je 45CW, kdy je anoda provozovdna pii maximdlnfm

urychlovacim napdtf 15 kV s bifitdrnimi vldkny na maximdlnf emisi 30 mA, Brzdnd dienf

dopadajfci na vzorek je minimalizovdno pouiitim tenk6ho Af okenka.

RTG zdroj je montovdn na lineiirnim vrisuvn€m systdmu a tak je optimalizovdno csv6tleni

vzorku. K prevencl ndhodneho poikozenf achromatickdho zdroje b6hem transferu vzorku
je vestavdn beapednostfii ventil. RTG zdroj s duilni ancdou je ovldddn pomoci datsv{6ho

syst$mu ESCApe a tak je umoi*6na vfm6na budiciho zdroie bdhem automatick6

sekvence snimiini dat.

Inovativni konstrukce dodkovdho systdmu spektrometru dovoluje sbEr spekter z mal€

analyzovand ptochy a snimdni paratelnich XPS obrezfr pfi pouiiti bud' Mg nebo AI

achrpmatickdho RTG zdroje. Navic pak je ioikovyim systdrnem definovdna oblast anal'izy

pfepnutinr na achrsmatickri zdroj z p0vodnich rnonochromatickdho adroje. Neni piitom
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ovlivndna potoha nebo velikcst analyzovand nlochy,

RTG anoda je chlazena syst€mem vodniho chlazeni cel6ho piistroje s nez;ivislfm,
softwarov6 ovlddan'im okruhem vody. Bezpednostn{ prvky sleduji pr0tok vody, vacuurn a
polohu zdroje. Elektricke nap6jenf poskytuje napdjeci zdroj RTG zdroje, obsaienti v
zdkladnim piistroji { Mt-600i.

Doddvka systdmu obsahuje:
- Achromatickli RTG zdroj s dudtnianodou Mg a Al
- line6rnI v'isuvnri system s bezpednostnfm zajiit6nfm
- Kabeldi a piipojky pro chladicf vodu

Cena: 525 000,- Kd bez DFll

ZdruEnl doba pro odstrafiovinf riivad po pievzeti;

System mi{ ziSruku v d6lce 18 m6sic& ode dne ndsledujicihc po podpisu ZiivErein€ zpr|vy
o Zkuiebnim provozu dfe odst. L2.3 Kupni smlouvy.
Spotiebnimateridl pouifvanrl pro provoz a *dribu nenf piedmdtem tiiruky"

Zaikoleni:

Z;ikfadni zaiksleni provddi servisni pracovnfk vfrobce a prodiivajiciho. Nabidkovii cena obsahuje 1
t'iden nadstavbavd'ho Skoleni u kupujiciho, provedenf aplikatnirn specialistou vfrobce. Termfn pro
toto ikoleni bude va;ijemnd dojedndn ve vhodndm obdobi po instalaci.

Poiadavky na miEto k instalaci:

Misto musi umoinit sprdvnou funkci piistroje a musl dosahovat potiebnrich pararnetr& s ohledem na
mechanick6 vibrace a elektromagnetickd pole.

Kupujici obdrii piedinstalaini protokol vrirobce. Nespln$ni poiadavkfr v ndrn obsaienrich mrjie vdst k
neZfdouci zm,En+i ndktenfch parametrfl pifstroje a / nebo k odmitnutf e*ruinfch reklamaci.

Nistroje a spotiebnf dfly:

Souddsti dod;ivky piistroje je sada niistrojfr a zdkladnf spotiebni materidl.

Instalace:

Instalace se uskuteinf cca do I tiridne od potvrzeni doddvky piistroje na misto pl*6ni. Nabfdkovd cena
obsahuje instalacizkuienlim technikern rnirobce piistmje za (iasti servisniho technika proddvajicfho.

Pievzeti do rtiruky:

siandardnf akceptadni testy vfrobce jsou piedmEtem koneind fdee instalace pied pievzerlm pifstroje
do zdruky.
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Axis Ultra zajiS{uje spektroskopil s nejvyiifm rozliienim, analrizu v male stop6 a paralelni zobrazoviini

chemick6ho stavu a to jednfm piistrojem.

Analytickd plocha {velikcst stopy}

Hybridnirei im 700 x 300pm
fteiimy mal€ stopy 110, 55, 27 a 15pm

ReZimy mald stopy jsou urdeny vkliidiinim a kornbinaci piesnrich apertur a mechanizmu variabilnf

clony v obfasti elekgostatick6 pienosovd dodky. Velikosti t6chto stop jscu k dispozicijak pro zdraj Al K,,

, tak pro achromatickd zdroje Me/Al .

Zobrazovdni XPS

Zobrarovaci analyzdtor se sfd'rickiim arcadlem poskytuje iadu piedem definovanfch analytickfch
ploch se eornrim rihtern cca 800 pm',400 pm? a 200 pm2

Garantovand prostorovd rorliSeni ve zobrazovacim reiirnu ; 1 pn

2.0 XPS Specifikace. - Af monschrpmitor

Standardnf syst6movd specifikace uviidEli mnimiilni zarutovand parametry piistroje" Instalovantl
piistroje rnohou dosdhnout nebc pfekrof,it parametry uviidEne v grafu tabulkov'ich ridajfi '

Specifikace parametrri bude piedvedena adkaznikovi na mfst€ irrstalace piistroje specialisty vfrobce
(Kratos) v pr0b6hu instalace na odpovidajici konfiguraci piistroje. Viechny zde uvdd6nd *daje se

v?tahuji k pifstrojrim vyroben'im po datu vypracovdniteto nabidky a jsou piedm6tem moin6 budouci

6pravy bez upoeornEni.

Rozlifienf eV
,r: l'"1

0.48,i'. , 400 000 100 000 25 000 8 000 1500

0.6 , 2 000 000 250 000 125 000 25 000 6 000

Viechny intenrlty se vztahujl k maximClni rychlosti naiitdni pro Ag 3dsr2 fotoelektronovri pik iistdho

vzorku stiibra jako odpovidajici uvdd6n6mu vlikonu' Zdrd: Al Ka vyzaiovdni'

Minimrilni analyrovand plocha pro spekttaskopii je < 15pm'

Plscha ("Slot"1 je asi 700pm x 300pm: ve v5ech reiimech anal'izy na vybran€ ploie (selected areai,

jsou prrim€ry stopy definavdny jako ndrrist signdlu 20% a2 80% pies ostrou hranu. Specifikace

vybra*d oblasti je ov€iovdna pii 80eV (pass energy) a vztahuje se na viechny energie pro$14
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analyzdtor€m pod 80eV.
M€ieni energiovdho rozliSenijsou garantovdna t 1%

2.4 Farametry pru izolanty,

Rotliieni

{ev)

700 x300pm 110pm

0.68 20,000 3,600
1.0 L50,000 20,000
1.3 300,000 30,000

3.0 Specifikaf.esvst€m.u

3,L Vakuov'isystdm

3.1.1 Analyticki kcmora {Ml-6CI01

Tyto parametry jsou zaruroviiny na vzorku iist6ho polyethylene terephthatate (pET). lntenzita signal
je specifikavdna jaho podet nafteni za sekundu pro pik uhlovodiku(C-C, C-H) a rozliieni jako FWHM
komponentu esteru {o-c=o} Specifikace se ziskd porovndnim kiivky se snimanymi daty a
standardnfm 4'pikov'lrn modelem pro hlavni sloiky a linetrni pozadi"

Primarni derpdni:
Sekundfrnf ierpdni:
Piedferpdnf:

Garantovanrf minimdlni tlak

Turbomolekuldrni vfvdva {400 ls'l}
Ti sublirnafni v{vdva
Bezolejovd vfvdva typu scroll

<5x10 ' lo to r r

Tento tlak je zaruden pro eisty a ptn6
odplyn6nf system po vypafovdnl po dobu 4g
hodin pii cca 72A"C, jak je uvedsno Ra
vakuov,fch m€rkdch piistroje.

3,1,2 Flexi.lock * kornnra pro vkldddni vrsrkri {WX-610t

Primdrnf ferpdnl: Tur.bomolekuldrni vfvAva Z4O ls-l
Piedierpiini: Berolejovd rnfv6va typu scroll

Earantovanli rninim*lni tlak <5x10-9 tor r

Tento tlak je zaruden pro tistrf a plni
odplyndnri system po vypaloviini po dobu 4g
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hodin pii cca 1?0'C, jak je uvedeno na
vakuov'ich mErkilch pFisFoje.

3.1.3 Dodateinii komora pro v'ftkum povrchu vzorku

Itleni obsaienE v nabidksvd cen€ t WX-6701

Prir.ndrni6erpdni: Turbornolekuldrniv'ivdva400ls'r
Piedderpdni: 8e:olejovd rniv€va typu scr:oll

Garantova nf minimiil ni tlak < S x l o r o t o r r

Tento tlak je zaruien pro dist'i a pln€

odplyndnf system po vypalovdni po dobu 48

hodin pii cca 320'C, iak je uvedeno na
va kuov*ich mErkdch piistroje.

*.2 Ana$rickd kornora

Analyticki komora Je zhotovena jako sfdrickd z Mtr kovu.
prr3m6r komory je 267 mm (10,d"), celkovf podet portfi( pfirub); 23 , poEet portfi s piirnf m

*dhledem:15

Fo* Typ piiruby Uhel sklonu Urieni
A DN160CF---------------- 90 Pienosovd do[ka {Transfer lens}

B DN63CF ?0 Ok6nko niihledu

c DN63CF 37 FEG nebo iontov€ d€lo

D DN16OCF Neni pouiit Port oro odterpdni

E DN1OOCF 0 Roahrani pro piipcieni Flexi-locku

F DN1OOCF Neni oouiit Masnetickd doika

G DN1OOCF 0 Ndhradni/ komora studium Povrchu

H DN63CF 30 RTG zdroi  s dudlni  anodou

I DN63CF 40 lontovC dElo

DN3sCF 30 UV zdroj

K DNr.00cF Nenf poui i t RTG zdroi monochrorndtoru

L DN3OOCF Nenf pouiit Monochromiitor- Odrazovd Plocha
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Reiimy typu Sweep I

Rozsah energi[:

Energie prrichodu:
(P*ss energy)

Pomdry zpoiddnir
(Retard ratios)

Polarita:

3.4 RTG- zdroje

Maximii ln i  proud:
Chlazenir

30 mA
Uzavien;i smydka vodnfho chlazeni

3.3 Analyzaitorenergie elektronri.

Spektroskopickri 180" hemisfdrick'i analvritor md stiedni prrim6r 165 mm v kombinaci se
zobrazovacim koncentrickrim sf6rickrim zrcadlovym analyziitoreH. Anafyziltor md viceprvkovou
elektrostat ickou pienosovou {transfer) dodku v kombinaci se magnetickou imerzni daikou.

Analyzovand plocha: 2 mm a! 1,5 prn
Piesnd vel ikost stopy; 1L0 prm,55;rm, 27 gma 15 um

spektroskopie azobrazovdnf: vfcekaniirovf system (MCp) nad meandrovlim detekinfm palern
detektoru sLD. Napdtf Mcp je nastavitelrr€ softwarov€ pomoci
datovdho syst€mu ESCAse,

Provoznireiimydeketoru:: Rastovacispektroskopie
Paralelni spektroskopie v reiimu snimku ( (snapshot)
2 D { dvojrozmdrn€) paralenlXps zobrazovdni

fixni transmise analyzdtoru (FAT) pro zobrazoviinf
a spektroskopii.
Fixni pom€r zpoid6ni (FRR) jako volitelnf doptn$k za plfptatek pro
Augerovu spektroskopii.

10-3200 eV, minimdlnf krok 3.125 meV

0 - 65 eV minirndlnf kropk (volitelnyidoplndk za piiptatek pro UpS)

Nastavitelne; 5, 10, 20,4A,80, L60, a 320 eV

Nastaviteln*: 3,6, !!, a j.4

Z;iporn;i
Kladnii pro ISS {volitetnf doptn€k za piip}atek)

3,4.1 Achromatick,i zdroj
(volitelnf doptndk za ptrptatek)

zdroj s dudlni anodou Mg/Al montovanli, na systdmu tineiirnfho vysunovdnf.

Jmenovitd provoeni nap€ti: 15 kV

Bezpednostni prvky proti poruse: rrakua, nedostatedn6ho prrjtoku chladici vody,
Automatickd regulacer plnd softwarove ovlSd;ini provoznfch podrninek, postupy odplyn6nf,

zpEtnri odedet kv, emisni parametry vldkna s proud netdsnosti z
d igtri I nfho naprfjeciho edrcje.
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3.4,2 Al Ks monochromdtar tsoutrist doddvky)

Monochromiitor s velkri m towlandovrlm okruhem 500 mm '

Anoda:
Diffrakini prvek :

Uhet Rrc svazku k analYzdtoru:
Jme novitd provoznI naPdti:
Maxim*lnf proud:
Eez$gtnostni prvkY:
Automaticki regulace:

Chlazeni vodcu:

A l  aAg
Toroidniodrazovd pfocha se 3 stupni
volnorti nasteveni.
54.7 deg (magickti 6hel)
15 kV
47 mA
frovefr vakua a pr0tok chladici vody

pln6 softwarovd ovlddiini piovoz*ich

zp€tn'i odeEet kV emisni Parametry
digitii lnfho napdjeciho zdroje.

vysokotlak,i vodni okruh Pro anodu,
odraaovou ptochu ( hackPlane).

podminek, postupy odPIYnEni,
vliikna s proud net€snosti s

nizkottak,f okruh vodY Pro

3.5 Syst6rn rnaniPulace se uzorkY

3.5.1 5 -osri autcmatickf stolek (trUX-6111

Automatickf piesn'i manipulator XX, Z, @, Q :

Rozsah pohybu: X = 1 5 0 m m
Y = + 1 5 m m
Z = * 1 2 m m
0 {X-rotace}a + 90"
O{Z-rotace)st18O'

Rozliieni pohybu stolku: 2 Hm

Automatickri stolek je ovliiddn piimo datov'im rystdmem ESCApe'

4.0 OptiPnaf AnalvticalTe"chiliques & Excit?tion Ssurces

4,1 voliteln€ dostupn'i RTG achr,omatick'i zdroi {wx-6301- za prfplatek

V$echny intenzity se vztahuji k rnaxirniilni rychlosti natitiini pro Ag 3d* fototoelektronov'i pik vzorku

fistdho Ag mdien€ho jako odpovidajici k indikovan6mu nap€ti. Zdroj: vyzaioviiniMg Kct, L5 kV 30 mA

{4s0 w}.

Rozllieni 700 x300 pm 110 pnt 55 pm 27 pm 15 pm

0.8 eV 800.000 100,000 40,000

1*0 eV 6,00G.000 800,000 250,000 60,000 10,000

Ienergie je garantovdno to tl



4.2 u ltraf ialovii fotoe rrrisnf sp ektroskop i* {uFs} {wx-6 g0}- za piipf atek

Parametry jsou zarudeny na irst€m vrorku porykrystarickdho stiinra
Citlivast je definovdna jeko podet naiteni za sekundu (cps) piku ,Ag  d.
mdieni*rovni 8CI-?0% Fermiho firany Ag buzend vyzaioviinim He L

1,000,000 cps pii rorliEeni ll0 meV

4 : 1. nebo lep8i

12,000 cps/nA pii 12 eV FWHM

s pouiitirn vyraiovdni He l.
Rozliieni je definovdno jako

pouiitinr
n a L n A

Citlivsst:

He l :  He l lpom€r;

4.3 lontopvf; razptylcvii spekffoskoBie {WX-6SI}_ za piiplatek

Parametry jsou definoviiny pro rozptyl iistdho Au pro 1 kv pomocf He' iontfi sinstalovandho iontcvdhs zdroje. cittivost ie definovdna jako poiet nattenf za sekundu {cps)io ntov6 ho p ro u d u n a en e rgi  i  A u. Rszl i$eni energi i  je def inovi ino jako FWHM.

4-4 Aug*r Elecilon $pecroseopy - $chottky Field Gmission sauree (Wrsssl

4,4.1 Parametry SEM :

Garantoudny pro mdFehf na standardni elatern povllkovand latexovd kulovd tiistici. prostorovd
rozliSeni je definovno jaleo vrddlenost mdiend retrospektivnirn c*rovrim skanem odpovfdajicfmpoklesu intenzsity z 80 na 20% .

Citl ivost:

5EM rozliieni;

Citlivost:
Pom€r signal/3um:

>500, 000 cps
5 0 0 :  1

<100 nm pii 10 kV a proudu vzorku 5 nA
<300 nm pii 3 kV a proudu svazku S nA

4.4,2 Augerova spektroskopie - parametry (ra pifplatek|:

Pomoci SchottkyLlo ar:toemisniho edroje; detekovanrl pik Cu LMM
m6ieni pozadi pii 9s0 ev. MEfenijsou pii rerativnim rozriieni energii
5  n A ,  e n e r g i i  s v a z k u  1 0  k V .  p o m E r  s i g n a l / i u m  j e  d e f i n o v d n
eV Cu a Sumu trl, druhd admocnind signdlu pozadi pii 960 eV.

pi i  k inet ick6 energi i  918 eV,
4,4% t A.A5%, proudu svazku
pomoci 5, signdlu na piku 918
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B.

hodnocen'i parametr
hodnoceni:

odpovdd'ano/ne

plidElen€ body
ano ne

Poditaiern Fizend *hiovd rozli5end fotoemise

{AnxPs)
ANO: +l- 90' 3

Moinost provdddt paralelni rihlovd mEieni
(parallel angle-resolved XPS)

NE 0

3 "
MEieni rozloieni prvkri po povrchu vzorku

{chemical mapping}

ANO, rozii ieni later;i ln€ 1Pm
4

.+.

DalSi anoda k monochromatickdmu zdroji
nebo zdroj nemsnochromatickdho rtg zdFeni
s dudlni ancdou

ANO
o

Zaiizeni pro kompenaaci povrchovdho

n6boie

ANO, autom aticki neutralizace
niiboie s pouiit im jen

elektron{i

4

6.
Vyhiivini vzorku na manipuldtoru nebo
ve vklSdaci kornoie

ANO, v anafytickd komoie
obsaieno (WX-612).
Nav{c voliteln€ moino
nabidnout i pro vkl6daci
komors flexi-lock za PiiPlatek
(wx-661).

z

t .
Chlazeni vzorku na manipuldtoru nebo
ve vkfiidaci komoie

ANO, v analytickd komoie
obsateno ( WX-612).
Navic voliteln€ rnoino
nabldnout i pro vklddac(
komoru Flexi-tock za PiiPlatek
(wx-661).

L

a System pro vizu6lnf nastavenimista anal'fzy

na veorku

ANO, 2 kamery, 1 Pro Flexi-lock
sleduje podlolkY se vzorkY a 1

kamera s vysokfm rorliienfm

s motoriaovan,im optick'im
zoomem pro analYtickorr
kornoru

z

s. Uzavienri chladicf okruh pro chlazeni
dtjleiit,ich so uf dsti piistroje

ANO, pol. WX-520
z

10.
Vklddaci komora unrcifiujici vf oieni vzorkti
do/ z analytickd komory bez poru$eni UHV

ANO komora Pro vklddiini
vrorkt {Flexi*lockJ
s automatickym transferem
vzorkri r,nezi flexi-lockem a
analytickou komorou.

2

11.
Na vkli*daci kornoie jsou umistrEny piiruby
pro ptipojeni dalSich zaiizenI

ANo, piidavni zaiieeni jako

schrdnku na plendieni vzorku

v inertu, iontovd dElo,
rukavicorni box nebo
rdkaznicky navrlenou komoru

lze instalovat na kornoie Pro
vktdddnf vzorki,

T

L2.
Souddsti komory bude piiruba pro piipojeni
preparaini komory

ANO, ie zde Piiruba Pro
pozdEjif piipojen i PrePa radn I

komory nazfvand jako komoril
pro studium Povrchu.
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c.

Garantovand citlivost pi,i anatrize v6tii oblasti pourchu vrorku {o prfrmdru } 100um} a nii
energetielrdm r,ozliEeni 0;6 ev: t,oo0;0ss (Ps {specifikaro pl.o: Ag sds pik}

Garantovand citflvnst pfi ana$ze rnensi,obfasti povr.chu vzorlcu {o prritl6ru g 2CIHnr} a,pij
€neruetick€m rozli5ent0.6 ev: 14,000 cps (specifikace pro Ag $d*pil4

Linedrni interpolace standardnich pararnetrfi pli*troje defincvanfch jak* 6.000 cFs pii plose 3.5 pm e25,00OCPs pfi?7;rm.

Guaranteed Instrurnent performanc e on AS ld5/l
Peak at a FWHM of 0.60 ev

1d00oo

1m00CI

100000
v,

&
; so0oo
t

E
.x 6ffj0o

4000c

2m00

o
TO

spotStue {prn}
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f

Energetickd r,ozliSeni mElend na Siice fotoelektronovd tinie {FWHM) Ag 3ds: < 0'45 eV

Tato hodnota je doloiena na obrdzku ddle.

Laterilnf rozliSeni pii mapovdni rozloieni prvkri na povrchu vzorku: I pm

To je doloieno na obritzku niie m€ienim vzddlenosti, na kter€ se signdl na ostrd hranE sniii z SAoA

maxima na 20% maxirna.

t a

i1
I
i r

,  , ,i

I

,i

!tA +
r T *:+_-u:a'

ir
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D"

hodnocen'i parametr lrodnoqeni:
ndpov6d'ano/ne

pFid4lend body
eflo n€

1 .
Klastrovri iontovf zdroj poskytuje take
monoalorndrni iontv

ANG, 300 eV ai 8
keV 3

2"
Pii energii rnonoatomdrnich iontri v intervalu 0,3 *
0,5 keV je velikost proudu iontir v€tif nei 100 nA ANO 2

3- f nergie primdrnich iont& klastrovdho iontovdho zdroje, kterf generuje klastry iont0 sloiend z Ar
atomfi, piiiemi klastry obsahuji minimiln€ 1000 ai 2000 atomrj o energii zo kev
{body budou pFidsleny pou?e v piipad6, ie uvedend hodnota energie bude > g keV)
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Fyzituilnl $ iR, u. u. i.

ptlloha t. 3 - Seznem subdodauatcl& Prodiivajiciho, Jirnt hude ra pln€nf subdod{vky uhrazeno vice

plnflni p tu plnF:nil

% podil

1

KRATOS ANAIYNCAL LTB.

M17 lGP, Velki Brit6nie
le:563161, Dlt: GB 490970
Tel.: +44 161 888 , Fax: +44 161 888 11401

w "kratos.com
K Shimaau, teditel

Doddvka
fotoeIektronovdho
spektrometru XP5
(vfrobce)
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